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前  言

  GB/T36416《试验机词汇》分为如下3个部分:
———第1部分:材料试验机;
———第2部分:无损检测仪器;
———第3部分:振动发生器系统与冲击机。
本部分为GB/T36416的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本部分起草单位:中机试验装备股份有限公司、爱德森(厦门)电子有限公司、广州大学、苏州市华测

检测技术有限公司、辽宁仪表研究所有限责任公司。
本部分主要起草人:刘智力、林俊明、徐忠根、陈洪程、朱平、于志军。
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试验机词汇 第2部分:无损检测仪器

1 范围

GB/T36416的本部分界定了无损检测仪器的基本概念、产品名称、性能参数、零部件、附件和材料

中常用的术语及其定义。
本部分适用于无损检测仪器,供制定相关标准、编译出版各种有关书籍和文献以及国内、外各种形

式的技术交流使用。

2 基本概念

2.1
无损检测与评价 non-destructivetestingandevaluating
NDT
不破坏检测对象的实用性和可用性,检查和(或)评价其表面及内部的各种缺陷、完整性和构成,并

测量其某些物理性能和几何特性的检测技术。

2.2
无损检测仪器 non-destructivetestinginstrument
以电磁、超声、射线等各种物理学原理为基础而设计的,用于无损检测的仪器。目前广泛使用的有

磁粉探伤机、涡流检测仪、超声检测仪、超声测厚仪、射线探伤机、红外检测仪、泄漏检测仪、中子检测仪、
声发射检测仪以及电磁和声学综合检测仪器等。

2.3
集成无损检测仪 combinednon-destructivetest
能以两种或两种以上无损检测技术和方法同时或分时进行检测的一体化仪器。

3 渗透检测

3.1 基本术语

3.1.1
润湿作用 wettingaction
液体向固体表面扩展或附着的能力。

3.1.2
毛细[管]作用 capillaryaction
在渗透探伤中,表面开口的微小缺陷(如裂纹和缝隙等)类似于毛细管,渗透液由于表面张力和附着

力的作用而渗入此类缺陷的现象。

3.1.3
渗出 bleedout
渗透剂从不连续内出来。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.2]
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3.1.4
吸出 blotting
显像剂将渗透液从缺陷吸至表面加速显影的作用。

3.1.5
背景 background
去除多余渗透剂后,荧光渗透剂或着色渗透剂残留在工件表面上的程度。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.1]

3.1.6
对比度 contrast
显示后的缺陷迹痕的可见性与背景的可见性(亮度或颜色)相比的差异程度。

3.1.7
渗透检测 penetranttesting
渗透探伤 penetrantflawdetection
一种典型的无损检测,包括渗透、多余渗透剂的去除、显像等过程,为了在表面开口不连续处形成可

见的显示。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.20]

3.1.8
着色渗透检测 dye-penetranttesting
采用着色渗透液,在可见光线照射下观察缺陷的指示迹痕的渗透探伤。根据渗透剂的性质分为水

洗性着色渗透探伤法、后乳化性着色渗透探伤法、溶剂去除性着色渗透探伤法。

3.1.9
荧光渗透检测 fluorescentpenetranttesting
采用荧光渗透液,在紫外线照射下通过激发出的荧光观察缺陷迹痕的渗透探伤。根据渗透剂的性

质分为水洗性荧光渗透探伤法、后乳化性荧光渗透探伤法、溶剂去除性荧光渗透探伤法。

3.1.10
黑光 blacklight
紫外线 ultravioletradiation
<渗透检测、磁粉检测>波长为320nm~400nm(3200Å~4000Å)的紫外线,即UV-A。

3.1.11
显示 indication
从缺陷中渗出足够数量的渗透液所形成的能表示缺陷存在的迹痕。

3.2 检测设备

3.2.1
渗透检测装置 penetranttestingunit
在渗透探伤试验中使用的设备。通常由渗透装置、乳化装置、显示装置、清洗装置及干燥装置等构

成。在荧光渗透探伤中除使用上述装置外,还配有黑光灯及暗室。

3.2.2
黑光灯 blacklightlamp
紫外线灯 ultravioletradiationlamp
在荧光渗透探伤或磁粉探伤中,发射黑光的装置。一般由带滤光片的高压水银石英灯和控制器等

组成。
2

GB/T36416.2—2018



3.2.3
黑光滤光片 blacklightfilter
紫外线滤光片 ultravioletradiationfilter
能透过近紫外线辐射,同时吸收其他波长辐射的滤光器件。

3.2.4
预清洗装置 precleaningunit
渗透检测前,清洗和干燥被检试件的设备。一般由除油装置、溶剂清洗槽、冲洗喷枪等组成。

3.2.5
除油装置 degreasingunit
盛放除油液并具有除油功能的装置。通常底部装有加热器,上部装有蛇形管冷凝器及支撑试件的

格栅等。

3.2.6
渗透装置 penetratingunit
装洒渗透液的装置。通常由滴落台及支撑试件用的格栅等组成。

3.2.7
乳化装置 emulsifierunit
装洒乳化液的装置。通常由不锈钢板或铝合金板制作,底部装有格栅和排液孔。

3.2.8
清洗装置 washingunit
冲洗被检试件的装置。通常由喷头、水压调节、水温调节、流量调节等部分构成,并配有压力计、温

度计等。

3.2.9
干燥箱 dryingoven
为加速冲洗水和水质显示剂等蒸发的速度所用的烘箱。通常带有恒温控制装置的空气循环箱。

3.2.10
静电喷洒装置 electrostaticsprayingdevice
采用静电喷涂法所用的设备。一般包括静电发生器、粉末漏斗柜、高压空气泵、渗透液喷枪、显示剂

喷枪等部分。

3.2.11
喷涂器 sprayer
一种密闭的压力容器。里面装有渗透探伤剂和气雾剂,通常是在液态时装入,常温下气化,形成气

压喷雾。

3.3 附件及材料

3.3.1
渗透检测剂 penetranttestingagent
在渗透探伤中所要求的一完整系列的渗透探伤材料的总称。包括渗透剂、乳化剂、清洗剂、显像

剂等。

3.3.2
载液 vehicle
<渗透检测、磁粉检测>能溶解或悬浮渗透探伤剂的水质或非水质液体。
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3.3.3
渗透剂 penetrant
用于施加到工件表面上的液体,该液体具有能够进入不连续内而且对多余部分去除后仍能保留在

不连续内可检测的性能。分为水洗型渗透剂、后乳化型渗透剂、溶剂去除型渗透剂。

3.3.4
荧光渗透剂 fluorescentpenetrant
在UA-A辐射下激发出荧光的渗透剂。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.13]

3.3.5
着色渗透剂 dyepenetrant
有染料(一般为红色)的液体,在普通光线下可观察的渗透剂。

3.3.6
两用渗透剂 dualpurposepenetrant
给出的显示既能在可见光下又能在UV-A辐射下进行观察的渗透剂。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.7]

3.3.7
水洗型渗透剂 waterwashablepenetrant
用水可直接去除的渗透剂。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.37]

3.3.8
后乳化型渗透剂 postemulsifiablepenetrant
需加乳化剂才可水洗的渗透剂。属于油基型渗透剂,分为后乳化型荧光渗透剂、后乳化型着色渗

透剂。

3.3.9
溶剂去除型渗透剂 solventremovablepenetrant
用适宜的溶剂去除被检表面多余的渗透剂。

3.3.10
乳化剂 emulsifier
使后乳化型渗透剂变成可水洗的产品。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.10]

3.3.11
亲水型乳化剂 hydrophilicemulsifier
可用水稀释的去除剂。

3.3.12
亲油型乳化剂 lipophilicemulsifier
油基型乳化剂。

3.3.13
清洗剂 detergentremover
能溶解渗透液的挥发性溶剂,用以去除被检工件表面上多余的渗透剂。

3.3.14
显像剂 developer
具有充分吸出不连续内渗透剂的性能,以便更易观察渗透剂的产品。
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[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.4]

3.3.15
干粉显像剂 drydeveloper
一种细小的干粉状的显像剂,主要用于荧光渗透。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.6]

3.3.16
液膜式显像剂 liquidfilmdeveloper
一种显像剂的悬浮液。干燥后形成一层树脂或聚合物的膜。

3.3.17
可溶式显像剂 solubledeveloper
一种非悬浮状的,完全溶于溶剂中的显像剂。干燥后形成一层吸附涂层。

3.3.18
悬浮式显像剂 suspensiondeveloper
显像剂微粒的水悬浮液或非水悬浮液。

3.3.19
润湿剂 wettingagent
加入液体中以减小其表面张力的物质。

3.3.20
紫外辐照计 ultravioletradiationmeter
<荧光渗透检测、磁粉检测>测定黑光强度的仪器。

3.3.21
试块 testpanel
带有已知人工不连续的试件,用于:
———确定和/或比较渗透检测过程的灵敏度;或
———定期校验渗透装置。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.31]

3.4 性能参数

3.4.1
黑光强度 blacklightintensity
单位时间内到达单位面积上的黑光能量,用与光源一定距离处的辐射照度表示。

3.4.2
静置时间 dwelltime
渗透剂或乳化剂与试件表面接触的总时间。包括施加时间和清除时间。

3.4.3
清除时间 draintime
清除部件上多余的渗透剂或乳化剂的时间。它是静置时间的一部分。

3.4.4
乳化时间 emulsificationtime
渗透剂排掉之前,乳化剂与试件表面渗透液结合的时间。

3.4.5
干燥时间 dryingtime
使冲洗或湿显示的试件干燥所要求的时间。
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3.4.6
显像时间 developmenttime
从显像剂的施加到开始观察的时间。
[GB/T12604.3—2013/ISO12706:2009,定义2.5]

4 磁粉检测

4.1 基本术语

4.1.1
漏磁场 leakagemagneticfield
铁磁性材料磁化后,在不连续性或磁路的截面变化处,磁感应线离开和进入表面时形成的磁场。
[GB/T12604.5—2008,定义2.57]

4.1.2
磁粉检测 magnetictesting
借助于磁粉显示出铁磁性材料漏磁场的分布,从而发现材料表面或近表面缺陷的一种无损检测

技术。

4.1.3
荧光磁粉检测 fluorescentmagneticparticleflawtesting
使用荧光磁粉,在黑光的照射下,检查材料表面和近表面缺陷的检测技术。

4.1.4
磁导率 magneticpermeability
磁感应强度与产生磁感应的外部磁场强度之比,常用符号表示。

4.1.5
铁磁[性]材料 ferromagneticsubstance
相对磁导率远远大于1,且磁导率随外加磁场而变化的材料。属于这种材料的有铁、镍、钴及其

合金。

4.1.6
磁滞 hysteresis
当外磁场方向发生变化时,磁感应强度的变化滞后于磁场强度的变化。
[GB/T12604.5—2008,定义2.65]

4.1.7
磁饱和 magneticsaturation
特定材料的磁化程度,达到饱和后,即使再增加磁场强度,磁感应强度不再增加。
[GB/T1264.5—2008,定义2.94]

4.1.8
剩磁 residualmagnetism
外加磁场强度降为零时,铁磁材料中残余的磁场。
[GB/T12604.5—2008,定义2.119]

4.1.9
磁化电流 magnetizingcurrent
使试件产生磁性的电流。一般包括交流电流、直流电流、半波整流电流、全波整流电流、脉冲电流和

冲击电流等。
6
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4.1.10
磁化 magnetizing
使原来没有磁性的物质得到磁性的过程,或将材料的单个磁畴按一个方向整齐排列的过程。
[GB/T1264.5—2008,定义2.97]

4.1.11
周向磁化 circumferentialmagnetization
电流直接通过工件或通过中心导体,在工件中建立一个环绕工件的并与工件长轴垂直的周向闭合

磁场的磁化。
[GB/T12604.5—2008,定义2.16]

4.1.12
纵向磁化 longitudinalmagnetization
以方向基本上与被检件纵轴平行的磁通,穿越被检件的磁化。
[GB/T12604.5—2008,定义2.76]

4.1.13
复合磁化 resultantmagnetization
同时导入纵向和周向磁场的磁化。

4.1.14
局部磁化 localmagnetization
使铁磁性材料或零部件的一部分磁化。

4.1.15
多方向磁化 multidirectionalmagnetization
用两个或多个不同方向的磁场依次快速地使被检件磁化。
[GB/T12604.5—2008,定义2.102]

4.1.16
旋转磁场 rotationmagneticfield
磁场强度矢量随时间呈圆形、椭圆形或螺旋形变化的磁场。

4.1.17
切线磁场强度 tangentialmagneticfieldstrength
平行于被检工件表面的磁场强度分量。
[GB/T12604.5—2008,定义2.128]

4.1.18
磁痕 magneticparticleindication
由缺陷及其他因素造成的漏磁场处积聚磁粉所形成的图像。

4.1.19
退磁 demagnetization
使磁化后的铁磁材料或工件上的剩磁减弱到可接受的水平。
[GB/T12604.5—2008,定义2.35]

4.2 检测设备

4.2.1
磁粉探伤机 magneticparticleflawdetector
为磁粉检测提供所需要的磁化电流或磁通的探伤设备。分为固定式、移动式、携带式等类型。

7
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4.2.2
荧光磁粉探伤机 fluorescentmagneticparticleflawdetector
采用荧光磁粉,加装黑光照射装置的磁粉探伤机。

4.2.3
固定式磁粉探伤机 stationerymagneticparticleflawdetector
能方便地夹持各种不同尺寸的零件,并能方便地调节和指示磁化电流的固定在某一场所使用的磁

粉探伤机。一般包括磁化电源、夹持装置、磁粉喷洒装置、观察装置、退磁装置等部分。

4.2.4
移动式磁粉探伤机 mobilemagneticparticleflawdetector
将磁化电源等装在小轮或手推车上,便于在一定范围内移动的磁粉探伤机。

4.2.5
携带式磁粉探伤机 portablemagneticparticleflawdetector
体积小、重量轻便于搬运的磁粉探伤机。一般仅由磁化电源、软电缆和支杆触头等组成。根据磁化

电源的种类又可分为电磁轭探伤仪、永久磁铁探伤仪、旋转磁场探伤仪等。

4.3 零部件、附件和材料

4.3.1 
[磁化]夹头 [magnetizing]contacthead
用来夹持和支撑被检工件,并能导入磁化电流和(或)构成磁路的装置。

4.3.2
接触垫衬 contactpad
置于电极上的用以改善电接触和防止电弧烧伤被检件的铜丝编制物。

4.3.3
[支杆]触头 prods
用来将磁化电流从电源导入试件装在软电缆上的手持棒状电极。

4.3.4
磁化线圈 magnetizingcoil
能磁化工件的线圈组件。

4.3.5
开环线圈 splitcoil
带有插头连接器的单匝或多匝线圈组件。它能够被分开和扣合,适用于磁化没有自由端的零件。

4.3.6
磁化电源 excitationsupply
在磁粉探伤中提供磁化电流的电源装置。可分为交流、直流、半波整流、全波整流、脉冲电流等

类型。

4.3.7
退磁装置 demagnetizer
<磁粉检测、涡流检测>用于退去被磁化工件中剩磁的装置。一般由退磁电源、退磁线圈、控制器等

部分组成。根据退磁电流种类,又可分为直流退磁器、交流退磁器、超低频退磁器等。

4.3.8
断电相位控制器 phasecontrolledcircuitbreaker
在使用交流电流的剩磁法检测中,控制交流电流断电相位,使工件剩磁稳定的仪器。
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4.3.9
磁轭 yoke
轭状的电磁铁或永久磁铁。通常是由“C”字形的实体或迭层的软磁性材料周围绕以电流线圈

组成。

4.3.10
试片 testblock
在磁粉探伤中,用以评价探伤效果的具有人造或已知自然缺陷的试样。

4.3.11
磁粉 magneticpowder
能各自被磁化并被漏磁场吸附的铁磁粉末。

[GB/T12604.5—2008,定义2.91]

4.3.12
荧光磁粉 fluorescentmagneticpowder
在铁磁粒子外表面包裹一层荧光物质形成的磁粉。

[GB/T12604.5—2008,定义2.54]

4.3.13
磁悬液 magneticinks
磁粉和载液按一定比例混合而成的悬浮液体。

[GB/T12604.5—2008,定义2.86]

4.3.14
磁场计 magnetometer
测量磁场强度的仪表。

[GB/T12604.5—2008,定义2.101]

4.3.15
磁通量计 fluxmeter
测量磁通量用的仪器。

4.3.16
剩磁测量仪 residualmagneticfieldmeasuremeter
检查磁化工件退磁后残余磁性大小的仪器。

4.3.17
特斯拉计 Teslameter
以特斯拉为单位读取场强的磁强计。

4.3.18
苏瑟兰烧瓶 Sutherlandflask
梨形沉淀管

用以测量在重力作用下从已知体积的磁悬液中分离出来的磁粉含量的烧瓶。形状像一个倒置的

梨,底部过渡为一个截面均匀的有刻度的小管。

4.3.19
磁粉喷洒器 powderblower
一种利用压缩空气将磁粉施加到工件表面的器件。
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4.4 性能参数

4.4.1
重复使用率 repetitionutilization
通电时间占全工作时间(通电时间加休息时间)的比例。

4.4.2
磁化时间 magnetizingtime
磁粉探伤机对被检工件进行磁化的时间。

4.4.3
额定周向磁化电流 maximumratedcircumferentialmagnetizingcurrent
磁粉探伤机在夹持相应直径与长度的工件时所能提供的最大轴向电流。

4.4.4
安匝 ampereturns
磁化线圈中流过的电流与其线圈匝数之乘积。

4.4.5
磁极间距 magneticpoledistance
磁粉探伤机两触头之间的距离。一般可根据检测的需要进行调节。

5 电磁检测

5.1 基本术语

5.1.1
涡流 eddycurrent
交变磁场在导电材料中感应产生的电流。
[GB/T12604.6—2008,定义2.1]

5.1.2
电磁感应 electromagneticinduction
当通过闭合回路中的磁通量变化时,在该回路中产生感应电动势的现象。

5.1.3
涡流检测 eddycurrenttesting
利用感应涡流的电磁效应评价被检件的无损检测技术。

5.1.4
归一化电阻 normalizedresistance
负载线圈电阻和空载线圈电阻之差与空载线圈感抗之比。
[GB/T12604.6—2008,定义2.23]

5.1.5
归一化感抗 normalizedreactance
负载线圈感抗与空载线圈感抗之比,是一个无量纲的量。
[GB/T12604.6—2008,定义2.22]

5.1.6
归一化阻抗 normalizedimpedance
以归一化电阻为实部,归一化感抗为虚部的复数阻抗。
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5.1.7
阻抗平面图 impedanceplanediagram
检测线圈阻抗随检测参数变化的平面轨迹图形。

5.1.8
有效磁导率 effectivepermeability
为计算圆柱导体中由于涡流引起的磁场强度减弱而引入的复变参量,常用来计算共轴式探头中次

级线圈的输出电压。
[GB/T12604.6—2008,定义2.13]

5.1.9
增量磁导率 incrementalpermeability
磁性材料在磁化曲线上某一点上的增量磁通密度与增量磁场强度之比。

5.1.10
绝对磁导率 absolutepermeability
磁性材料的磁通密度与产生它的磁场强度之比。

5.1.11
相对磁导率 relativepermeability
绝对磁导率相对于真空磁导率的比。

5.1.12
初始磁导率 initialpermeability
磁性材料退磁后,在零磁场强度处磁化曲线的斜率。

5.1.13
相位分析 phaseanalysis
对涡流检测信号的相位角实施测量和分析的技术。
[GB/T12604.6—2008,定义7.3]

5.1.14
阻抗分析 impedanceanalysis
对二次线圈的电阻和电抗的变化进行研究,分析材料的物理性质和缺陷的技术。

5.1.15
谐波分析 harmonicanalysis
对谐波成分的幅度、相位或二者分析的技术。

5.1.16
调制分析 modulationanalysis
对检波后的涡流信号进行频率分析的技术。
[GB/T12604.6—2008,定义7.5]

5.1.17
填充系数 fillingfactor
被测试件横截面积与一次线圈的有效横截磁通面积之比。

5.1.18
速度效应 speedeffect
由动态电流引起的效应。
[GB/T12604.6—2008,定义6.24]
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5.1.19
提离效应 lift-offeffect
当探测线圈从被测试件表面移开时,引起其间磁耦合的改变,导致阻抗发生变化的效应。

5.1.20
边缘效应 edgeeffect
由于试件的几何形状(边界处)的突然变化,引起磁场和涡流的变化,导致对输出的影响。

  注:改写GB/T12604.6—2008,定义6.26。

5.1.21
穿透深度 penetrationdepth
试件表面下电流密度等于试件表面电流密度值的37%时的深度。

5.1.22
趋肤效应 skineffect
电磁场和涡流集中于被检件表面分布的现象。它由自感引起,与频率、电导率和磁导率有关。
[GB/T12604.6—2008,定义2.10]

5.1.23
相敏检波 inphasedemodulation
采用同步检波技术从探头拾取信号中提取相关成分的过程。
[GB/T12604.6—2008,定义2.32]

5.1.24
耦合 coupling
在两个电路系统中,一个电路中的电流使另一个电路产生电压的现象。

5.1.25
穿透技术 transmissiontechnique
激励单元和接收单元分别处于被检件两侧的涡流检测技术。
[GB/T12604.6—2008,定义6.13]

5.1.26
远场技术 remotefieldtechnique
利用涡流远场效应实施检测的技术,一般用于在役铁磁材质管道的检测,该技术采用一个发射和接

收分离的内穿式探头,且发射和接收线圈之间距离较远。
[GB/T12604.6—2008,定义6.14]

5.1.27
趋近技术 approachingtechnique
根据探头接近被检件时获得的信号进行检测的技术。
[GB/T12604.6—2008,定义6.16]

5.1.28
光点显示技术 pointofreturntechnique
在绝对检测系统中,根据响应信号显示光点的返回位置进行评价的技术。
[GB/T12604.6—2008,定义6.17]

5.1.29
金属磁记忆 metalmagneticmemory
在弱磁场环境中,金属材料或焊缝由于制造、冷却或工作载荷形成的应力集中和损坏区的不可逆残
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余磁性。

  注:弱磁场为地磁场和其他外部磁场的叠加磁场。

5.1.30
漏磁 magneticfluxleakage
被磁化的铁磁性材料,在其表面或近表面的不连续处引起磁路路径的改变,导致部分磁束泄漏于材

料表面,形成的从被检测物缺陷处泄漏出来的磁通。

5.2 检测仪器

5.2.1
涡流检测仪 eddycurrenttestinstrument
涡流检测系统中用于实施检测的部分,通常由激励单元、放大单元、检波单元和显示单元组成。
[GB/T12604.6—2008,定义5.2]

5.2.2
[手动式]涡流探伤仪 [manual]eddycurrentflawdetector
操作者手持探头在被检试件上来回移动进行扫查,通过显示器上的数据或图形来判断有无缺陷的

涡流探伤的仪器。一般包括激励单元,检测单元、信号处理器、显示器、记录仪等部分。

5.2.3
自动式涡流探伤机 automaticeddycurrentflawdetector
材料进给、显示、记录、分选等全过程都是自动化的涡流探伤仪。一般包括激励单元、检测单元、信

号处理器、显示器、记录仪、报警器、自动上下料装置、自动分选装置等部分。

5.2.4
单通道涡流检测仪 singlechanneleddycurrentinstrument
仅有一个检测通道的涡流检测仪。

5.2.5
单频检测仪 singlefrequencyinstrument
仅实施单一频率检测的涡流检测仪。
[GB/T12604.6—2008,定义5.4]

5.2.6
多通道涡流检测仪 multichanneleddytestinstrument
具有多个检测通道的涡流检测仪。
[GB/T12604.6—2008,定义5.6]

5.2.7
多频检测仪 multichannelfrequencyinstrument
可实施多频率检测并具有混频功能的涡流检测仪。
[GB/T12604.6—2008,定义5.7]

5.2.8
多参数检测仪 multichannelparameterinstrument
可实施多参数检测的涡流检测仪。
[GB/T12604.6—2008,定义5.8]

5.2.9
涡流测厚仪 eddycurrentthicknessgauge
应用相位分析和相位检测的方法设计的,用于测量厚度的涡流检测仪器。主要用于金属带材、箔
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材、管材及涂层的厚度测量。

5.2.10
涡流电导率仪 eddycurrentconductivitymeter
利用试件电导率变化导致检测线圈阻抗变化来测量电导率的仪器。主要用于非铁磁性金属电导率

的测量。

5.2.11
金属磁记忆检测仪 metalmagneticmemorytestinstrument
根据金属磁记忆检测技术的原理设计的,可以通过被检工件应力集中区域的磁机械效应,早期诊断

工件的缺陷及其发展并作出评价的仪器。

5.2.12
漏磁检测仪 magneticfluxleakagetestinstrument
用于检测铁磁性材料的漏磁分布,从而发现材料表面或近表面缺陷的无损检测仪器。

5.3 零部件和附件

5.3.1
初级线圈 primarycoil
激励元件 excitationelement
在被检件内部激励产生磁通的线圈。
[GB/T12604.6—2008,定义4.40]

5.3.2
次级线圈 secondarycoil
接收元件 receivingelement
接收合成磁场的线圈或磁场强度的测量线圈。
[GB/T12604.6—2008,定义4.41]

5.3.3
试验线圈 testcoil
用于激励和(或)检测试验材料中电磁场的线圈。

5.3.4
探头线圈 probecoil
放于试件表面或接近表面的小线圈或线圈组件。

5.3.5
绝对线圈 absolutecoil
测量试件一部分的电或磁和(或)二者的特性,而不与其他部分进行比较的线圈或线圈组件。

5.3.6
参比线圈 referencecoil
在检测系统中按参考标准激励或检测和(或)二者试件电磁特性的线圈组件。

5.3.7
比较线圈 comparatorcoil
测量两个单独的试件(标准试件与被测试件)间的差别的线圈组件。

  注:将两个(或多个)线圈串联,配置得使它们之间没有耦合,把标准试件及被测试件分别置于两线圈中,当标准试

件与被测试件性质有差别时,将在系统中产生不平衡,从而有所显示。
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5.3.8
差动线圈 differentialcoil
测量同一试件的不同部分性质差别的线圈组件。

  注:将两个(或多个)线圈串联,试件置于线圈中,当线圈之一中的试件性质与另一线圈中的试件性质有差别时,将

在系统中产生不平衡,从而有所显示。

5.3.9
空心探头 aircoredprobe
不含有影响线圈电磁场的材料的探头。
[GB/T12604.6—2008,定义4.16]

5.3.10
永磁铁探头 permanentmagnetprobe
包括一个或几个永久磁铁且其磁场对检测具有重要作用的探头。
[GB/T12604.6—2008,定义4.18]

5.3.11
共轴式探头 coaxialprobe
穿过式探头 feed-throughprobe
仅包含与被检件同轴线圈的探头。
[GB/T12604.6—2008,定义4.22]

5.3.12
T型探头 Tprobe
由相互垂直的一个激励线圈和一个接收线圈构成的探头。
[GB/T12604.6—2008,定义4.26]

5.3.13
内穿式探头 internalprobe
插入被检件内孔的探头。
[GB/T12604.6—2008,定义4.23]

5.3.14
参比试件 referencetestpieces
在电磁检测中,用作比较或校准的具有人工缺陷的试件。

5.3.15
激励单元 generatorunit
提供激励电压或电流的电路单元。一般包括振荡器、功率放大器以及检测线圈中的激励绕组等。

5.3.16
信号检测单元 detectingsignalunit
用来检测导电试件中涡流变化的电子组件。它可以是各种检测线圈,也可以是包括各种检测线圈

在内的检测电路组件。

5.3.17
信号处理单元 processingsignalunit
用来处理检测到的信号的电子组件。一般包括放大器、相敏检波器、滤波器及幅度鉴别器等。

5.3.18
涡流检测系统 eddycurrenttestingsystem
利用涡流进行检测或测量的系统,至少包括涡流检测仪、探头和匹配连接电缆。有比较式系统、绝
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对式系统、差动式系统。

5.3.19
比较式系统 comparativesystem
探头以比较式排布与仪器连接并实施比较式检测的涡流检测系统。
[GB/T12604.6—2008,定义5.11]

5.3.20
绝对式系统 absolutesystem
探头以绝对式排布与仪器连接并实施绝对式检测的涡流检测系统。
[GB/T12604.6—2008,定义5.10]

5.3.21
差动式系统 differentialsystem
探头以差动式排布与仪器连接并实施差动式检测的涡流检测系统。
[GB/T12604.6—2008,定义5.12]

5.3.22
差动和绝对式组合系统 combinedsystemofdifferentialandabsolute
探头以差动和绝对式排布,并同时与仪器连接实施组合检测的涡流检测系统。

5.4 性能参数

5.4.1
激励频率 excitationfrequency
激励电流的标称频率。
[GB/T12604.6—2008,定义2.16]

5.4.2
最佳频率 optimumfrequency
材料能够获得最大信噪比的频率。它是对给定材料某一性能的检测。

5.4.3
环形线圈间隙 annularcoilclearance
环形线圈部件与放在环形线圈中被检试件表面之间的平均径向距离。

5.4.4
探头线圈间隙 probecoilclearance
探头线圈与试件探测表面之间的垂直距离。

5.4.5
检测能力 detectability
检出缺陷的能力。通常用标准人工缺陷的指示值与噪声指示值之比表示。

6 超声检测

6.1 基本术语

6.1.1
超声波 ultrasonicwave
频率超过人耳可听范围的声波,此频率的下限为一般为20kHz。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义2.29]
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6.1.2
纵波 longitudinalwave
压缩波 compressionalwave
在介质中传播时,介质质点的振动方向与波传播方向一致的声波波型。

  注:在纵波通过的区域内,介质质点间发生周期性的稀疏和稠密,所以纵波是胀缩波。

6.1.3
横波 transversewave
切变波 shearwave
在介质中传播时,介质质点的振动方向与波传播方向相互垂直的声波波型。

  注:横波只能在切变模数高的粘滞液体和固体中传播,在横波通过的区域,介质垂直于传播方向发生剪切变形。

6.1.4
表面波 surfacewave
瑞利波 Rayleighwave
沿传播介质表面层传播,有效透入深度约为一个波长的声波波型。

  注:表面波的传播速度约为横波的0.9倍,其质点运动轨迹为椭圆。

6.1.5
板波 platewave
兰姆波 Lambwave
在薄板整个厚度范围内传播的波型,仅能在入射角、频率及板厚为特定值时方可产生。

  注:在板波的传播中,根据板中振动波节的状态分为对称型和非对称型两种。

6.1.6
波前 wavefront
波阵面

波中由相同相位的所有点所构成的连续面。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义3.9]

6.1.7
波列 wavetrain
由同一源产生,具有相同的特征,沿相同路径传播,有确定数目的一系列声波。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义3.11]

6.1.8
脉冲波 pulse
机械振动的一个短的波列。

6.1.9
连续波 continuouswave
与脉冲波相反,是一种连续振动的波列。

6.1.10
基频 fundamentalfrequency
在共振检测法中,当波长为被检测材料厚度的两倍时的频率。

6.1.11
谐频 harmonics
为基频整倍数的频率。

6.1.12
超声频谱 ultrasonicspectroscopy
超声波中各频率成份的幅度和相位分布。
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6.1.13
近场 nearfield
菲涅耳区 Fresnelzone
由于干涉的原因声压不随距离作单调变化的声束区域。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义2.18]

6.1.14
远场 farfield
超过声束轴线上最后一个声压极大值而延伸的超声声束区域。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义2.14]

6.1.15
回波 echo
反射 reflection
从反射体反射到探头的超声脉冲。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.3]

6.1.16
折射 refraction
当超声声束倾斜地从一种介质进入另一种声速不同的介质时,部分能量进入后一种介质时,其传波

方向发生改变的现象。

6.1.17
指向性 directivity
超声波能量集中在一个方向发射的特性。

6.1.18
扩散角 divergenceangle
指向角 angleofspread
在远场中声束轴线与幅度降低到一定水平的声束边缘间的角度。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义4.5]

6.1.19
超声声束 ultrasonicbeam
声束 soundbeam
在非频散介质中,超声能量主要部分集中分布的声场区域。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义2.28]

6.1.20
声程 beampathdistance
在探伤中,声束单向通过的路程。

6.1.21
声阻抗 acousticimpedance
给定材料中某一点的声压与质点速度的比值,通常表达为声速与密度的乘积。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义2.3]

6.1.22
振铃时间 ringingtime
<超声检测、声发射检测>在电脉冲停止后,晶片继续作机械振动的时间。
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6.1.23
反射体 reflector
超声声束遇到声阻抗变化的界面。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义2.23]

6.1.24
探伤面 testsurface
在超声探伤时,超声声束进入(或离开)的试件表面。

6.1.25
界面 interface
声阻抗不同的两种介质之间声接触的分界面。

6.1.26
背面 backwall
backsurface
底面 bottom
在直射探头脉冲反射技术检测时与检测面相对的面。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义10.1]

6.1.27
侧面 sidewall
在垂直探伤中,试件除探伤面和底面之外的面。

6.1.28
多次回波 multipleecho
多次反射 multiplereflection
超声脉冲在两个或多个界面或不连续之间往复反射所形成的回波。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.8]

6.1.29
发射脉冲 transmitterpulse
超声检测仪的发射器产生的电脉冲,用以激发探头。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.14]

6.1.30
发射脉冲指示 transmissionpulseindication
T
始波 initialecho
发射脉冲在超声检测仪上的显示,通常用于A扫描显示。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.13]

6.1.31
界面波 surfaceecho
S
表面回波

从受检件第一个边界反射到探头的回波指示,通常用于液浸检测技术或使用带延迟块探头的接触

检测技术。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.12]
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6.1.32
缺陷回波 flawecho
伤波

由被检材料内部或表面缺陷反射回来的波。

  注:在探伤图形上显示出的回波通常称为“伤脉冲”或“缺陷脉冲”。

6.1.33
界面回波 interfaceecho
来自两种不同介质的界面的回波。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.7]

6.1.34
延迟回波 delayedecho
因路径不同或发生波型变换,以致比来自同一反射体的其他回波较迟到达同一接收点的回波。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.2]

6.1.35
干扰回波 spuriousecho

parasiticecho
与不连续不相关的显示。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义5.11]

6.1.36
角[反射]效应 cornereffect
超声声束垂直入射在两垂直平面交线上的反射现象。

6.1.37
[探头]入射点 probeindex
在斜射探头中,超声声束的中心入射于探伤面的一点,该点通常刻在探头的侧面。

6.1.38
入射角 angleofincidence
入射声束轴线与界面法线之间的夹角。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义4.1]

6.1.39
折射角 angleofrefraction
折射声束轴线与界面法线之间的夹角。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义4.3]

6.1.40
临界角 criticalangle
在两种不同介质的界面上的入射角,大于该值时折射后的声波传播模式将发生改变。

  注:入射角大于第一临界角时折射波仅有横波,大于第二临界角时折射横波也不再存在。瑞利角是产生表面波(瑞

利波)的角度。

[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义4.4]

6.1.41
跨距 skipdistance
在检测面上斜射探头入射点与声束在背面一次反射后声束轴回射至该检测面的第一个反射点之间
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的距离。即试件中整个V型声程的上表面距离。

6.1.42
扫查 scanning
在超声探伤中,为使声束射到预定部位,探头在被检试件上的相对移动。

6.1.43
手动扫查 manualscanning
在检测面上用手移动探头进行检测。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义9.10]

6.1.44
自动扫查 automaticscanning
探头在检测面上的机械化移动。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义9.2]

6.1.45
跨过扫查 straddlescanning
在焊缝每一侧各放置一个探头来探测对接焊缝横向缺陷的扫查。

6.1.46
超声检测 ultrasonictesting
超声波在被检材料中传播时,利用材料内部缺陷所显示的声学性质对超声波传播的影响来探测其

内部缺陷的技术。

6.1.47
探伤图形 pattern
在超声检测仪的示波屏上显示探伤结果的图形。

6.1.48
A扫描显示 A-scopedisplay;A-scopepresentation
用X 轴代表时间,Y 轴代表幅度的超声信号显示方式。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义14.1]

6.1.49
B扫描显示 B-scopedisplay;B-scopepresentation
以幅度在预置范围内的回波信号的声程长度与探头仅沿一个方向扫查时声束轴线位置之间的关系

而绘制的受检体的横截面图。

  注:该显示方式通常用于显示反射体的深度和长度。

[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义14.2]

6.1.50
C扫描显示 C-scopedisplay;C-scopepresentation
受检体的二维平面显示,按探头扫描位置,绘制幅度或声程在预置范围内的回波信号的存在。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义14.3]

6.1.51
MA型显示 MA-scopedisplay
在探头扫查过程中,把所得到的A型显示图形连续叠加的显示。

6.1.52
射频显示 radiofrequencydisplay
探头接收到的超声信号,被放大后直接进行显示的方法。
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6.1.53
视频显示 videopresentation
探头接收到的超声高频信号,经检波放大后形成探伤图形的显示方法。

6.1.54
时基线 timebase
扫描线 sweep
在显示器上按时间或声程距离校准的轨迹(通常是水平的)。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.18]

6.1.55
距离刻度 distancemarker;timemarker
为表示缺陷位于被试验材料内的深度而加在探伤仪荧光屏上的时间刻度。

6.1.56
延迟扫描 delayedtimesweep
零点校正correctionofzeropoint
以相对于发射脉冲或参考回波一固定或可调的延迟时间触发时基线。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.3]

6.1.57
距离幅度校正曲线 distanceamplitudecorrectioncurve
DAC
建立在离探头距离不等但尺寸相同的反射体回波峰值幅度响应的基础上的参考曲线。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义13.4]

6.1.58
闸门 gate
时间闸门 timegate
用电子学方法选择时基线的一段,以监视其中的信号或作进一步处理。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.9]

6.1.59
时标 markers
用电子方法产生的一系列脉冲或其他使示波管时基线上依次出现的偏转信号。用于距离或时间的

测定。

6.1.60
抑制 rejection;suppression;reject;grasscutting
通过去除幅度低于某一预定水平(阈水平)的所有显示信号的方法来降低噪声(草状回波)。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.16]

6.1.61
阻尼 damping
用电子或机械的方法来限制探头内振荡持续时间。

6.1.62
脉冲调谐 pulsetuning
在某些超声探伤仪中,通过调整发射脉冲的频谱以使探头和电缆线对发射器具有最佳响应的控制。

6.1.63
穿透深度 penetration
超声探伤时,在材料中可测得回波信号的最大距离。
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6.1.64
开关回差 switchinghysteresis
闸门开和关之间,信号幅度之差。

6.1.65
窄脉冲 shortpulse
在脉冲幅度超过其峰值一半的时间间隔内,占宽小于1.5个周期的射频脉冲。

6.1.66
相对带宽 relativebandwidth
Δfrel

高、低截止频率fu 和fl差值与中心频率f0 之比的百分数。

Δfrel=[(fu-fl)/f0]×100%
6.1.67

衍射声时技术 time-of-flightdiffractiontechnique
TOFD
利用不同入射角的斜射探头或将探头放置在不同的位置处,检测衍射波声程间的关系以主要对平

面型不连续进行探测和尺寸测量的技术。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义9.21]

6.2 检测仪器

6.2.1
超声检测仪 ultrasonictestinstrument
与一个或多个探头一起使用,用以发射、接受、处理和显示超声信号进行无损检测的仪器。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.23]

6.2.2
多通道超声检测仪 multichannelultrasonictestinstrument
一台超声检测仪中包含有两组以上的发射、接收放大等系统,并且各系统可以按一定程序进行探测

工作的超声检测仪。

6.2.3
相控阵超声检测仪 ultrasonicphasedarraytestinstrument
通过激发相控阵探头的各个阵元,产生的相位干涉形成了超声发射脉冲,以超声检测仪的检测原理

为基础,按照一定的编码及程序自动扫描,以检查物体内部缺陷的仪器。

6.2.4
超声测厚仪 ultrasonicthicknessgauge
根据超声波在材料或试件中的传播时间或产生共振的原理设计的,用于测量材料或试件厚度的

仪器。

6.2.5
轮式检测装置 wheelsearchunit
由一个或多个压电元件组成,置于注满液体的活动轮胎中,通过轮胎的滚动接触面将超声声束与探

伤面耦合的一种探伤装置。

6.2.6
TOFD超声检测仪 time-of-flight-diffractionultrasonictestinstrument
根据衍射声时技术的原理设计的,利用超声波在不连续处发生的衍射现象,对缺陷进行定性、定位

和定量的评价。
32

GB/T36416.2—2018



6.3 零部件、附件和材料

6.3.1
换能器 transducer
晶片 crystalplate
振子 crystal
用压电材料制成的装在探头内的有功元件,可将电能转换成超声能或相反。

6.3.2
斜楔 wedge
折射棱镜 refractingprisms
特殊的楔形件(常用塑料制作),将其放在换能器与受检件之间且与两者有声接触时,可使超声声束

以给定角度折射进入受检件。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.33]

6.3.3
换能器背衬 transducerbacking
用强吸声材料制作且粘接在换能器的非辐射面以增加阻尼的吸声块。

6.3.4
探头靴 probeshoe
插入在探头和受检件之间具有一定形状的材料块,用以改善耦合和(或)防护探头。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.24]

6.3.5
保护膜 diaphragm
为保护晶片而贴在晶片前面的保护膜片。

6.3.6
探头 probe;searchunit
电-声转换器件,通常由一个或多个用以发射或接收或者既发射又接收超声波的换能器组成。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.21]

6.3.7
直探头 normalprobe
直射探头 straightbeamprobe;straightbeamsearchunit
波与检测面成90°传播(声束轴线垂直于入射面)的探头。主要用于纵波探伤。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.17]

6.3.8
斜射探头 anglebeamprobe;anglebeamsearchunit
斜探头 angleprobe
声束入射角不是0°的探头。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.1]

6.3.9
表面波探头 surfacewaveprobe
产生和(或)接收表面波的探头。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.28]
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6.3.10
可变角探头 variableangleprobe
折射角可以改变的探头。主要用于表面波探伤。

6.3.11
双换能器探头 doubletransducerprobe
双晶探头 twintransducerprobe
双探头 dualsearchunit
由两个用隔声层隔开的换能器装在一个外壳中组成的探头。一个换能器用于发射超声波,另一个

用于接收。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.7]

6.3.12
聚焦探头 focusingprobe
通过使用特殊装置(如具有某种形状的换能器、透镜、电子学处理装置等)。使声束会聚产生聚焦声

束或焦点的探头。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.12]

6.3.13
液浸探头 immersionprobe
可浸在液体中使用的纵波探头。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.13]

6.3.14
相控阵探头 phasedarrayprobe
由若干个换能器阵元组成的探头,这些换能器阵元能各自以不同的幅度或相位工作,从而构成不同

的声束偏转角与焦距。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义6.20]

6.3.15
衰减器 attenuator
使信号电压按一定比例改变的装置。通常用分贝标度。

6.3.16
经过校准的分贝切换器 calibrateddB-switch
以分贝量值校准过的用于控制超声检测仪总增益的器件。

6.3.17
喷水器 bubbler
利用喷射液流作为超声声束与试件耦合的一种器件。

6.3.18
准直器 collimator
控制超声声束尺寸和方向的器件。

6.3.19
耦合剂 couplant
耦合介质 couplingmedium
耦合薄膜 couplingfilm
施加于探头和检测面之间以改善超声能量传递的介质,如水、甘油等。
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[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义11.1]

6.3.20
校准试块 calibrationblock
标准试块 standardtestblock
具有规定的化学成分、表面粗糙度、热处理及几何形状的材料块,可用以评定和校准超声检测设备。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义8.1]

6.3.21
参考试块 referenceblock
对比试块

与受检件或材料化学成分相似,含有意义明确参考反射体的试块。用以调节超声检测设备的幅度

和(或)时间分度,以将所检出的不连续信号与已知反射体所产生的信号相比较。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义8.3]

6.3.22
直射探头的偏向角 squintangleforstraight-beamprobes
δ
直射声束探头发射点到检测面的垂线与声束轴线之间的角度。

6.3.23
斜射探头的偏向角 squintangleforangle-beamprobes
δ
斜射声束探头外壳侧面与测得的声束轴线在检测面上投影线之间的角度。

6.3.24
声束垂直面 verticalplaneofasoundbeam
由斜射探头楔块内声束轴线和被检件内声束轴线构成的平面。

6.3.25
声束水平面 horizontalplaneofasoundbeam
用斜射探头时,与声束垂直面垂直的并包含被检件中声轴的平面。

6.4 性能参数

6.4.1
时基线性 linearityoftimebase
由经校准的时间发生器或已知厚度平板的多次反射所提供的输入信号与在时基线上所指示的信号

位置之间成正比关系的程度。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.20]

6.4.2
幅度线性 amplitudelinearityofverticaldisplay
输入到超声检测仪接收器的信号幅度与其在超声检测仪显示屏(或附加显示器)上所显示的幅度成

正比关系的程度。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.1]

6.4.3
动态范围 dynamicrange
超声检测仪能够显示的最大信号幅度与最小信号幅度之比。最小信号可受系统噪声的限制,最大
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信号可受放大器饱和的限制,而且在显示屏上能够显示的大信号还受到最大衰减的限制。

6.4.4
脉冲(回波)幅度 pulse(echo)amplitude
信号幅度 signalamplitude
脉冲(回波)信号的最大幅度,在采用A型显示时,通常指时基线到最高峰值的垂直高度。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.11]

6.4.5
噪声 noise
由于各种原因在探伤图形上出现的干扰信号。

6.4.6
信噪比 signal-to-noiseratio
超声波信号幅度与噪声幅度之比。

6.4.7
分辨力 resolution
能够对两个反射体提供可分离指示时两者的最小距离的能力。

6.4.8
横向分辨力 transverseresolution
在距探头的一定距离上,垂直于声束方向的分辨力。

6.4.9
纵向分辨力 longitudinalresolution
沿声束方向的分辨力。

6.4.10
探伤频率 inspectionfrequency
工作频率

超声探伤时所使用的频率。

  注:单位为赫兹(Hz)。

6.4.11
脉冲重复频率 pulserepetitionfrequency
prf
脉冲重复率 pulserepetitionrate
每单位时间所产生的脉冲数。

  注:通常以赫兹(Hz)表示。

[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.14]

6.4.12
阻塞 choke
接收器在接收到发射脉冲或强脉冲后的瞬间分辨力降低或失灵的现象。

6.4.13
盲区 deadzone
靠近检测面下的一段区域,在此区域中有意义的反射体不能被显示。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.2]

6.4.14
增益 gain
超声探伤仪接收放大器的电压放大量的对数形式。以分贝表示。
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6.4.15
扫描范围 sweeprange
荧光屏时间轴上能显示的最大声程。

6.4.16
[探头]K 值 Kvalueofprobe
斜射探头的声束在钢中折射角的正切值。

6.4.17
前沿距离 frontdistance
从斜射探头的入射点到探头底面前端的距离。

6.4.18
脉冲(回波)长度 pulse(echo)length
脉冲宽度 pulseduration
在低于峰值幅度的一规定水平上所测得的脉冲(回波)前沿和后沿之间的时间间隔。
[GB/T12604.1—2005/ISO5577:2000,定义7.13]

6.4.19 
脉冲上升时间 pulserisetime
脉冲前沿的幅度从其峰值的10%上升到90%时所需要的时间。

6.4.20 
脉冲反冲 pulsereverberation
发射脉冲波中在预期输出后的第二个回波的最大幅度。

6.4.21
放大器频率响应 amplifierfrequencyresponse
放大器增益随输入信号频率变化的关系。

  注:通常用增益(一般指峰值增益)对频率的特性曲线表示。

6.4.22
放大器带宽 amplifierbandwidth
高、低截止频率之间的频谱宽度。

6.4.23
数字采样误差 digitizationsamplingerror
由模数转换器周期性测量采样引入的输入信号的显示幅度误差。

6.4.24
发射脉冲后盲区 deadtimeaftertransmitterpulse
采用脉冲反射方式时,放大器由于发射脉冲而饱和,使得发射脉冲启始后无法响应输入信号的

时间。

6.4.25
等效输入噪声 equivalentinputnoise
在超声检测仪显示屏上观察到的电噪声电平的一种量度,由接收器的输入端测得的输入信号电平

确定。如果放大器本身没有噪声信号,则显示屏显示的信号电平就会与输入信号电平相同。

6.4.26
比例输出 proportionaloutput
超声检测仪给出的标称的直流电压与监测闸门内接收信号的最大幅度成正比的输出。
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6.4.27
比例输出的下降时间 falltimeofproportionaloutput
比例闸门输出的幅度从峰值的90%降到10%时所需要的时间。

6.4.28 
比例输出的上升时间 risetimeofproportionaloutput
比例闸门输出电压从峰值的10%上升到90%时所需要的时间。

6.4.29
比例输出的线性 linearityofproportionaloutput
比例闸门输出电压与输入信号幅度之间接近成正比关系程度的一种量度。

6.4.30
比例闸门输出的频率响应 frequencyresponseofproportionalgateoutput
比例闸门输出电压的幅度随输入信号频率变化大小的量度。

6.4.31
开关输出的保持时间 holdtimeofswitchedoutputs
自监视闸门内的信号高于阈值后,监视闸门开关输出保持在最大输出的50%以上的时间。

6.4.32
比例输出的保持时间 holdtimeofproportionaloutput
在监测闸门内的信号之后,比例输出幅度高于其峰值90%的时间。

6.4.33
增益中间值 midgainposition
超声检测仪增益最大值与最小值之和的一半,用分贝表示。例如某台超声检测仪的最大增益为

100dB,最小增益为0dB,则增益中间值为50dB。

6.4.34
闸门电平 monitorthreshold
规定幅度的电平,高于或低于此电平,在闸门中的回波信号可被选出作进一步处理。

6.4.35
接收器输入阻抗 receiverinputimpedance
以等效成并联的电阻和电容表征的接收器内部阻抗的特性。

6.4.36
数字超声检测仪的响应时间 responsetimeofdigitalultrasonicinstruments
数字式超声检测仪从检测到信号至显示其峰值幅度80%时所需要的时间。

6.4.37 
瞬时分辨力 temporalresolution
两个脉冲之间具有6dB差值的最小时间间隔。

6.4.38
时间相关增益 time-dependentgain
TDG
某些超声检测仪具有的时间相关或扫描增益功能,用于补偿由于传播声程而引起的回波幅度的

损失。
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6.5 声全息

6.5.1
声全息 [acoustic]holography
利用声波的特性实现的全息成像技术。

6.5.2
物体声束 objectwave
通过物体后被调制了的声束。

6.5.3
参考声束 referencewave
直接射在记录介质上,与物体声束发生干涉的声束。

  注:在声全息中,由于物体声束可以用线性检测器转换为电气信号加以处理,因此参考声束也可以用电信号的形式

来模拟。

6.5.4
声束比 beamratio
参考声束与物体声束的强度之比。

6.5.5
记录介质 recordingmedium
用来记录干涉图样即全息图的物质。

6.5.6
声全息图 acousticalhologram
记录介质记录的物体声束和参考声束的干涉图样。

6.5.7
液面声全息 liquidsurfaceacousticalholography
以液面作为记录介质的声全息。

6.5.8
机械扫查声全息 acousticalholographybymechanicalscanning
用一个或多个换能器并采用某种机械扫查方式,以记录一幅全息图的方法。

  注:在无损检测中常用的机械扫查方法是用一个换能器作光栅式的机械扫查,以形成一幅全息图。这种方法主要

用于大型锻件和高压容器等的检查。

6.5.9
电子束扫描声全息 acousticalholographybyelectronbeamscanning
在声电管中由电子束对压电晶体扫描,把晶体上所记录的声场信号取出,记录一幅全息图的方法。

6.5.10
激光束扫描声全息 acousticalholographybylaserscanning
把带有物体信号的声波投射在一个固体与气体的界面上,使这个界面产生形变,再用一束激光对界

面进行二维扫描,激光束受到界面形变即声场的调制情况,将在它照射到光电管而从光电管输出的信号

中反映出来,光电管的输出信号和参考信号迭加形成全息信号,而用示波器显示出全息图的方法。

6.5.11
布拉格衍射声成像 acousticalimagingbyBraggdiffraction
布拉格衍射声全息 acousticalholographybyBraggdiffraction
是声波使光波发生衍射的声光调制成像法。它利用声场在布拉格条件下对激光进行衍射而使声像

显示出来,在这种声—光转换过程中,声束的相位信息被保留下来了,所得到的像是全息像。
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6.5.12
声透镜 acousticallens
使通过的声束发散或聚合的声学器件。声透镜材料通常选用与传声介质声阻抗率相近而声速差别

较大的固体或液体物质。

6.5.13
声反射器 soundreflector
使入射声波在其界面上反射而改变传播方向的器件。

7 声发射检测

7.1 基本术语

7.1.1
声发射 acousticemission
AE
材料中局域源能量快速释放而产生瞬态弹性波的现象。
[GB/T12604.4—2005/ISO12716:2001,定义2.1]

7.1.2
声发射源 acousticemissionsource
声发射事件的物理源点。材料结构的局部力学运动,如局部范性流变、微裂纹的发生和发展及金属

相变等发生声发射现象的机理源。

7.1.3
声发射事件 acousticemissionevent
引起声发射的局部材料变化。

7.1.4
事件脉冲 eventpulse
一个事件的振铃振荡波的包络幅度,超过阈值的部分形成尽可能宽的矩形脉冲。

  注:一个突发型的发射,在传播过程中受时空的影响,往往使一个事件振铃波形产生一个或几个包络高峰,经过合

理的电子学处理,既形成一个事件脉冲。

7.1.5
有效事件 validityevent
按检测系统的接收标准,通过所有有效性检查而被接收的事件。

7.1.6
无效事件 invalidevent
按检测系统的接收标准,通过有效性检查而被拒收的事件。

7.1.7
声发射信号 acousticemissionsignal
通过探测一个或多个声发射事件而获得的电信号。

7.1.8
突发发射 burstemission
材料中单个的声发射事件所产生的不连续信号。材料微裂纹发生、发展乃至断裂产生的不连续的

单个声发射信号,其幅度大,频度低,类似振铃信号。
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7.1.9
连续发射 continuousacousticemissions
材料中快速连续声发射事件产生的连续信号。材料中位错运动导致范性变形所产生的连续信号,

其幅度低,频度高,宛如白噪声信号。

7.1.10
凯撒效应 Kaisereffect
在固定的灵敏度水平下,在超过先前所施加的应力水平之前不出现可探测到的声发射。
[GB/T12604.4—2005/ISO12716:2001,定义2.37]

7.1.11
振铃脉冲 ring-downpulse
在一个声发射事件中,振铃振荡的波形幅度越过阈值的部分所形成的矩形脉冲。

7.1.12
通道 channel
各个换能器接收的信号,单独经过的一系列电子处理系统。包括换能器、前置放大器、信号处理器

及时差计数器等。

7.1.13
主从鉴别 masterslavediscrimination
利用声发射信号到达主从换能器的时间关系,鉴别信号的一种方式。

  注:在被监视区域周围设置一组主换能器,在其外侧放置一组从换能器,当被监视区域有信号发生,首先到达主换

能器,声发射数据接收门常开着,数据被接收;当外界有噪声发生,从换能器首先接收,封锁声发射数据接收

门,信号被摒弃,这便是主从空间滤波作用。

7.1.14
符合鉴别 coincidencediscrimination
利用信号到达两换能器时间关系的一种鉴别。

  注:在距离发射源等距离的位置上,对称放置两个换能器,根据监视范围预置一到达时差,即符合时间。当两个换

能器接收信号的时差小于符合时间,数据接收门常开着,接纳信息数据,大于符合时间,数据接收门被封锁,拒

纳信息数据。如此便形成了只接收垂直于两换能器连接直线并过其中点的平面附近的声发射源的鉴别器。

7.1.15
上升时间鉴别 rise-timediscrimination
前沿鉴别

根据声发射事件波形包络上升时间,进行空间的鉴别。

  注:声发射源放射出瞬息陡峭的弹性波,因在空间传播的衰减和频散现象,引起声发射事件波形包络止升时间随传

播距离的增大而变缓。根据波形包络上升时间限定监视区域的大小,而起到空间剃噪的作用。

7.1.16
阵列 array
为了计算声发射源的位置,而放置在一个构件上两个或多个声发射传感器的组合。

  注:改写GB/T12604.4—2005/ISO12716:2001,定义2.8。

7.1.17
线阵 lineararray
按一维空间定位声发射源的一种换能器排列。

7.1.18
平面阵 planararray
在平面内定位声发射源的一种换能器排列。可分为三角阵、方阵和菱形阵。
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7.1.19
三角阵 threeangulararray
三个换能器按三角形三个顶点布置的阵,或四个换能器按等边三角形三个顶点和中心四个点布置

成的阵。可按时差、根据圆方程组成双曲线方程组求解。

7.1.20
方阵 quadarray
四个换能器按正方形顶点布置的阵。

7.1.21
菱形阵 diamondarray
四个换能器按菱形顶点布置的阵。

7.1.22
柱面阵 cylindricalarray
在柱体表面上布置的四个换能器阵。换能器的周向间距为90°,纵向间距可以因各个柱面而异。

7.1.23
声发射信号起始点 acousticemissionsignalstart
由系统处理器识别的声发射信号开始点,通常由一个超过门槛的幅度来定义。

7.1.24
声发射信号终止点 acousticemissionsignalend
该信号与门槛的最后一个交叉点。

7.2 检测仪器

7.2.1
声发射检测系统 acousticemissiondetectionsystem
拾取材料的声发射信号,测量、分析、定位并显示其声发射源的位置及表征参数的仪器和组件系统。

一般包括换能器、前置放大器、信号处理器、时差测量单元、表征参数测量单元(放射率、总数、幅度及能

量等)。计算机及其接口和外围装置部分,分为声发射检测仪、声发射分析系统、声发射源定位系统以及

声发射源定位与分析系统。

7.2.2
声发射检测仪 acousticemissioninstrument
拾取声发射信号并测量其表征参数的仪器。一般指单通道、双通道的声发射测量仪器。

7.2.3
声发射分析系统 acousticemissionanalysissystem
对声发射信号进行分析和统计分析等的系统。

7.2.4
声发射源定位系统 acousticemissionsourcelocationsystem
确定未知声发射源坐标位置的测量系统。一般包括换能器、前置放大器、信号处理器、时差测量器

及处理计算机及其外围设备。它是多通道声发射源测量系统。

7.2.5
声发射源定位及分析系统 acousticemissionsourcelocationandanalysissystem
确定未知声发射源坐标位置并对其进行性能分析的检测系统。包括声发射分析系统和源定位

系统。
33

GB/T36416.2—2018



7.3 零部件和附件

7.3.1
声发射传感器 acousticemissionsensor
声发射换能器 acousticemissiontransducer
将弹性波所产生的质点运动转变成电信号的一种探测器件。通常为压电性的。

7.3.2
单端换能器 singleendedtransducer
一个压电元件制成的单芯端子输出信号的换能器。

7.3.3
差动换能器 differentialtransducer
两个压电元件极性反接制成的输出差动信号的换能器。

7.3.4
声发射波导杆 acousticemissionwaveguide
高保真声波导出器件(具)。当换能器不能直接接触材料表面(如高温或远距离)时,借助于该器具

一端接触材料表面,另一端与换能器耦合,实现检测的目的。

7.3.5
声发射前置放大器 acousticemissionpreamplifier
为提高信噪比以及与换能器阻抗匹配而近置于换能器的低噪声放大器。有单端和差动前置放

大器。

7.3.6 
差动前置放大器 differentialpreamplifier
为差接换能器提供的一种放大差动信号的前置放大器。具有很高的抗共模干扰能力。

7.3.7 
声发射信号处理器 acousticemissionsignalprocessor
处理前置放大器输出信号并形成振铃计数脉冲和事件脉冲的电子系统。一般包括衰减器、主放大

器、滤波器及鉴幅整形器等。

7.3.8 
门槛单元 thresholdunit
加权于声发射信号幅度的电子剃除噪声单元。包括浮动门槛和固定门槛两种。

  注:设置一门槛(阈值),将声发射信号振幅超过此门槛(阀值)者形成的振铃脉冲或事件脉冲作为有效数据处理,低

于阀值者视为噪声剃除。

7.3.9 
浮动门槛 floatingthreshold
阈值随噪声浮动的门槛。

7.3.10
固定门槛 fixedthreshold
固定电平的门槛。

7.3.11
振幅检测组件 amplitudedetectormodule
测量声发射信号的峰值幅度的检测组件。多以分贝度量。
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7.3.12 
能量处理组件 energyprocessormodule
声发射事件的相对能量测量组件。

  注:相对能量是通过计数脉冲得到的,这些计数脉冲的重复频率正比于输入电压的振幅的平方,而该振幅必须超过

预置之门槛。

7.3.13 
监听器 audiomonitor
将超声频的声发射信号变为声频信号的电子组件。借以监听声发射源的活动性。

7.3.14 
空间滤波器 spatialfilter
按声发射源的空间位置辨别真伪信号的剃噪装置。有主从、符合和上升时间等鉴别方式。

7.3.15 
时差计时单元 delta-Ttimingunit
按一定逻辑关系设计的时间测量系统。由该系统的时差计数器,计算事件到达一个阵的各个换能

器的时间与最先到达换能器的时间之差。

7.3.16
电压控制门组件 voltagecontrolledgatemodule
使声发射信号数据计数部分,通过试验周期电压信号的控制,只在试验周期的预选部分工作的电压

控制组件。多用于材料的疲劳试验。

7.3.17 
声发射脉冲发生器 acousticemissionpulser
声发射模拟源

产生声发射源模拟信号的组件。

7.4 性能参数

7.4.1
事件计数 eventcount
Ne

逐一计算每一可辨别的声发射事件所获得的数值。
[GB/T12604.4—2005/ISO12716:2001,定义2.13]

7.4.2 
事件计数率 eventcountrate
单位时间的事件计数。

7.4.3
声发射计数 acousticemissioncount
振铃计数 countring-down
发射计数 emissioncount
在任何选定的检测区域间,声发射信号超过预置门槛的次数。

7.4.4
声发射计数率 acousticemissioncountrate
发射率 emissionrate
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计数率 countrate
声发射计数发生的时间速率。
[GB/T1264.4—2005/ISO12716:2001,定义2.14]

7.4.5
上升时间 risetime
声发射事件波形包络从穿过第一个门槛起到达峰值(或预置的第二个门槛)时的时间间隔。

7.4.6
持续时间 duration
事件宽度

一个事件脉冲的持续时间,即一个事件的宽度。

7.4.7
声发射振幅 acousticemissionamplitude
v
声发射波包络的幅度。

7.4.8
振幅积分(累积)分布 cumulativeamplitudedistribution
F(v)

声发射信号超过某一任意振幅的声发射事件数为振幅V 的函数。

7.4.9
振幅微分分布 differentialamplitudedistribution

f(v)

声发射信号振幅在v 和v+Δv 之间的事件数为振幅v 的函数。f(v)是振幅积分分布F(v)微商

的绝对值。

7.4.10
阈值积分(累积)分布 cumulativethresholdcrossingdistribution
Ft(v)

声发射信号超过某一任意门槛的次数为阈值的函数。

7.4.11
阈值微分分布 differentialthresholdcrossingdistribution

ft(v)

声发射波形所具有的峰值在阈值v 和v+Δv 之间的次数为阈值的函数。ft(v)是阈值积分分布

Ft(v)微商的绝对值。

7.4.12
声发射频谱 acousticemissionspectrum
声发射信号中各频率成份的幅度分布。一般用于声发射检测的频率范围为几十千赫兹到几兆

赫兹。

7.4.13
声发射能量 acousticemissionenergy
声发射源释放的弹性能量。系指从材料表面测得的经过传播衰减后的剩余弹性能量,多以振幅平

方计数表示。
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7.4.14
时间差 delta-T
到达时间间隔

一个事件信号先后到达一个阵的每两个不同换能器的时间差。

7.4.15
信号过载点 signaloverloadpoint
当信号超过放大器线性工作范围时,输出信号振幅与输入信号振幅的比和在线性工作范围内所得

到的输出与输入的比相差3分贝的点。

7.4.16
过载恢复时间 overloadrecoverytime
由于声发射事件振幅超过仪器的线性工作范围,在仪器中引起非线性电压或电流的时间。

7.4.17
延迟时间 delayedtime
仪器在检测到的声发射事件结束之后,人为设置的时间间隔,在此时间间隔内不允许接收新事件。

8 射线检测

8.1 基本术语

8.1.1
X射线 X-rays
穿透性电磁辐射,波长范围大约在1nm~0.0001nm,由高速电子撞击金属靶产生。

[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.129]

8.1.2
白色X射线 whiteX-rays
具有连续光谱的X射线。

8.1.3
特征[X]射线 characteristicradiation
具有标志靶材原子特征的非连续能谱的X射线。

8.1.4
高能X射线 highenergyX-rays
电子能量超过一百万电子伏特时产生的X射线。通常由电子回旋加速器产生。

8.1.5
软X射线 “soft”X-rays
对波长较长,穿透能力较弱的X射线的一种定性描述。

8.1.6
硬X射线 “hard”X-rays
对波长较短,穿透能力较强的X射线的一种定性描述。

8.1.7
γ射线 gamma-rays
穿透性电磁电离辐射,由核子蜕变过程中发射的一种电磁波,波长约为10-11~10-12m。
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8.1.8
一次射线 primaryradiation
直接来自辐射源的射线。

8.1.9
二次射线 secondaryradiation
由一次射线照射的物质所辐射的射线。

8.1.10
射线检测 radiographictesting
利用射线对材料或试件进行透照,检查其内部缺陷或根据衍射特性对其晶体结构进行分析的技术。

8.1.11
散[乱]射线 scatteredradiation
与一次射线方向不同的射线。

8.1.12
背散射 backscatter
背散射线 backscatterradiation
与入射线方向成大于90°角的散射。

8.1.13
焦点 focus
电子束撞击靶的区域。

8.1.14
线焦点 linefocus
长方形的焦点。

8.1.15
辐射圆锥角 angleofprojection
在通过X射线束中心线的平面上,X射线束发射的角度。辐射圆锥角的一半称为半圆锥角。

8.1.16
X射线管负荷特性曲线 X-raytuberatingcharts
X射线管的阳极工作电压、阳极工作电流和工作时间三者之间的关系曲线。

8.1.17
X射线管灯丝特性 heatercharacteristicofX-raytube
X射线管灯丝电压与灯丝电流的关系。

8.1.18
高压回路 hightensionloop
X射线探伤机高压变压器次级绕组连接的电路。

8.1.19
低压回路 lowtensionloop
与供电线路、高压变压器初级绕组连接的回路。

8.1.20
曝光曲线图 exposuretable
表示某种材料在不同厚度时需要的射线曝光量的图表。

8.1.21
曝光量 exposure
曝光时间与管电流的乘积。
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8.1.22
增感因子 intensifyingfactor
其他条件不变,获得相同光学密度时,不用增感屏的曝光时间与使用增感屏的曝光时间之比。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.81]

8.1.23
不清晰度 unsharpness
由于图像模糊造成的图像清晰度损失,它是几何不清晰度、固有不清晰度和运动不清晰度的总和。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.124]

8.1.24
几何不清晰度 geometricalunsharpness
由于辐射源具有一定的尺寸,导致图象边缘的模糊。这种模糊也取决于缺陷到辐射源和胶片的相

对距离。
8.1.25

固有不清晰度 inherentunsharpness
因射线光子在照相乳剂层中撞出二次电子而使卤化银粒子感光从而造成射线照相图像的模糊。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.80]

8.1.26
运动不清晰度 movementunsharpness
由于射线源、工件或射线探测器之间的相对运动而导致射线照相或射线荧光图像的模糊。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.89]

8.1.27
荧光屏不清晰度 screenunsharpness
一般是由于荧光屏和胶片之间接触不当或荧光乳剂中晶粒散射而引起的不清晰度。

8.1.28
散射不清晰度 scatterunsharpness
由于被照射物质的晶粒对射线的散射而造成的不清晰度。

8.1.29
灰雾度 fogdensity
一般是指除形成图像的射线直接作用外,任何原因引起的处理后胶片的光学密度。可能是老化灰

雾、化学灰雾、分色光灰雾、曝光灰雾和固有灰雾。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.59]

8.1.30
照相灰雾 photographicfog
由于乳剂和冲洗条件造成的灰雾。即胶片固有灰雾与显影时的化学灰雾的总和。

8.1.31
曝光灰雾 exposurefog
胶片由于受到不需要的电离辐射或光波的曝光而造成的灰雾。

8.1.32
半衰期 halflife
<射线检测、中子检测>放射性活度衰减至一半的时间。

8.1.33
半价层 half-valuethickness
HVT
<射线检测、中子检测>特定材料被入射线束穿透时,射线强度减少一半的厚度。
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8.1.34
十倍衰减层 tenth-valuelayer
能使已知射线强度减小到十分之一的某种物质的厚度。

8.1.35
吸收 absorption
一束射线通过物质时所发生的强度的降低。其主要原因是由于光电吸收的产生所引起的。

8.1.36
辐射剂量 radiationdose
散射引起的吸收和电子对材料或生物组织在一定时间内所吸收的电离辐射量。可以是吸收剂量、

照射量或剂量当量。

8.1.37
剂量率 doserate
单位时间的射线照射剂量。

  注:用戈[瑞]每秒(Gy/s)、库[仑]每千克秒[c/(kg·s)]和希[沃特]每秒(Sv/s)表示。

8.1.38
比释动能 Kerma
单位质量物质中,由间接电离辐射释放出的全部电子初始动能之和。

  注:单位为戈瑞,符号:Gy,(1Gy=1J/kg)。

8.1.39
空气比释动能率 airKermarate
单位时间内比释动能的增量。

8.1.40
衰减曲线 decaycurve
放射性同位素活度对时间的曲线,通常为对数/线性关系。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.29]

8.1.41
特性曲线 characteristiccurve
在一定的处理条件下,以常用对数表示的胶片曝光量与底片黑度之间的关系曲线。

8.2 检测仪器

8.2.1
X射线探伤机 X-raydetectionapparatus
用X射线发生器产生的X射线束透照试件来检测其内部缺陷的装置。

8.2.2
携带式X射线探伤机 portableX-raydetectionapparatus
便于搬运、携带的X射线探伤机。通常由X射线管头、控制器和低压电缆三部分组成。

8.2.3
移动式(固定式)X射线探伤机 mobile(stationary)X-raydetectionapparatus
一般指在有射线防护设施的场所使用的,能在一定范围内移动(固定)的X射线线管头、高压发生

器、控制器和冷却装置等组成。

8.2.4
工业X射线成像系统 X-rayimagingdetectsystemforindustry
对试件进行X射线探伤并能将缺陷实时成像。系统包括:X射线发生器、成像单元、图像处理单

04

GB/T36416.2—2018



元、显示器及数字处理单元等。

8.2.5
电子回旋加速器 betatron
电子在圆形轨道上被加速后撞击靶产生高能X射线的装置。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.12]

8.2.6
直线电子加速器 linearelectronaccelerator
LINAC
通过沿波导加速电子而产生高能电子,然后撞击靶产生X射线的设备。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.84]

8.2.7
γ射线探伤机 gamma-raydetectionapparatus
用放射性同位素的γ射线检测内部缺陷的设备。通常用钴(Co60)、铱(Iγ192)、铯(Cs137)等作为射

线源。

8.3 零部件、附件及材料

8.3.1
X射线管 X-raytube
借助于阳极和阴极之间电位差的作用加速电子束轰击阳极而产生X射线的真空管。

  注:按结构形式可分为固定阳极、旋转阳极、栅控和冷阴极场致发射等的 X射线管;按用途可分为工业探伤、医疗

诊断、医学治疗、结构分析和光谱分析等的X射线管。

8.3.2
旋转阳极X射线管 rotatingtargetX-raytube
工作时阳极靶旋转的X射线管。其焦点瞬时能量密度比固定阳极的高。

8.3.3
栅控X射线管 grid-controlledX-raytube
在阳极靶与阴极之间装有控制栅极的X射线管。

8.3.4
小焦点X射线管 smallfocusX-raytube
定性地描述焦点尺寸较小的X射线管。

8.3.5
双焦点[X]射线管 dual-focus[X-ray]tube
具有两个不同焦点尺寸的X射线管。

8.3.6
长阳极管 longanodetube
靶位于长管状阳极端部的X射线管。其X射线束一般呈周向发射,适用于管道口环形焊缝等的

探伤。

8.3.7
金属陶瓷X射线管 metal-ceramicX-raytube
用金属做套管和用陶瓷做外壳的X射线管。由该管装成的整机具有体积小、重量轻、坚固耐用等

特点。
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8.3.8
X射线高压发生器 X-rayhigh-voltagegenerator
将电源电压、电流变为X射线管电压、管电流的装置。

8.3.9
X射线控制器 X-raycontroller
操纵、控制X射线探伤机工作的电器装置。

8.3.10
X射线发生器 X-raytubehead
能够产生X射线的装置。由X射线管、防护件及其外部金属壳体等组成的部件,携带式X射线探

伤机中的X射线发生器通常还装有高压发生器。

8.3.11
X射线管防护 X-raytubeshield
具有防护作用的X射线管外部的金属壳体。

8.3.12
X射线管窗口 X-raytubewindow
X射线管上透过X射线的窗口。

8.3.13
阳极 anode
X射线管的正电极。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.4]

8.3.14
阴极 cathode
X射线管的负电极。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.16]

8.3.15
靶 target
受到电子束撞击并由此发出初始X射线束的X射线管阳极表面的区域。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.116]

8.3.16
滤光板 filter
<射线检测、中子检测>主要用于吸收软射线,放置在射线源和胶片之间,材料原子序数比试样高的

均匀薄层。

8.3.17
增感型胶片 screentypefilm
与荧光增感屏一起使用的射线照相胶片。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.108]

8.3.18
非增感型胶片 non-screen-typefilm
一种X射线胶片,可与金属增感屏一起使用或单独使用。但不宜与荧光增感屏一起使用。

8.3.19
暗盒 cassette
暗袋

刚性或柔性的不透光包装物,曝光时用于安放射线照相胶片或相纸,可带有增感屏。
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[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.15]

8.3.20
真空暗盒 vacuumcassette
<射线检测、中子检测>具有柔性入射窗口的不透光的包装盒,在真空作用下使转换屏或胶片和(或)

二者在曝光过程中保持紧密接触。

8.3.21
辐射源 radiationsource
能够发射电离辐射的装置(例如X射线管或γ射线源)。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.100]

8.3.22
密封源 sealedsource
封装在密封容器中的或者安装在密闭壳体中的放射性源。

8.3.23
源容器 sourceholder
用作γ射线照相的密封源容器,可分为照相曝光用的容器和贮藏用的容器。

8.3.24
剂量计 dose-meter
用于测量X射线或γ射线累计剂量的仪器。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.33]

8.3.25
剂量率计 doseratemeter
用于测量X射线或γ射线累计剂量率的仪器。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.34]

8.3.26
密度计 densitometer
用于测量射线底片光学密度或相片反射密度的设备。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.30]

8.3.27
图象增强器 imageintensifier
与未经处理的X射线束所形成的图像相比,能在荧光屏上提供更明亮图像的电子装置。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.72]

8.3.28
像质计 imagequalityindicator
图像质量指示器

IQI
由一系列不同等级厚度元件(通常是线丝或有孔的阶梯)组成的器件,它能够测量所获得的像质。

  注:改写GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.75。

8.3.29
增感屏 intensifyingscreen
把部分射线照相能量转换成可见光或电子的材料,曝光时与记录介质接触可提高射线照相质量或

减少射线照相所需的曝光时间或同时具有这两种功能。常用的有荧光增感屏、金属增感屏、荧光金属增

感屏等。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.82]
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8.3.30
荧光增感屏 fluorescentscreen
由某种材料(例如钨酸钙)制成的增感屏。这种材料在射线作用下会发出荧光。

8.3.31
金属增感屏 metalscreen
一种由金属箔(如铝或氧化铝等)制成的增感屏。在射线作用下会发射二次辐射。

8.3.32
荧光金属增感屏 fluorescentmetallicscreen
综合荧光增感屏和金属增感屏的某些增感特性的一种复合增感屏。通常用涂有荧光材料的金属箔

制成。

8.3.33
参比黑度 referencedensity
检查[X]射线底片黑度时作参考用的一系列不同等级的黑度值。

8.3.34
标志 beacon
指示规定区域中存在辐射的视觉或者音响信号。

8.3.35
针孔 pinhole
用薄片状吸收性材料制成的小直径通孔。

8.3.36
曝光计 exposuremeter
测量曝光量的仪器。

8.3.37
反散射栅 anti-scattergrid
由透光物质和吸收材料间隔带制成的器件。让一次射线通过,部分地吸收倾斜的二次射线。分为

固定式反散射栅和活动式反散射栅。

8.4 性能参数

8.4.1
焦点尺寸 focusspotsize
平行于胶片或荧光屏平面测量的、X射线管焦点的截面尺寸。

[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.57]

8.4.2

X射线管电压 X-raytubevoltage
管电压 tubevaltage

X射线管阴、阳极之间工作电压的峰值。

  注:常用单位为千伏(kV)。

8.4.3
额定管电压 ratedtubevoltage
设计时所规定的最大工作管电压。
44

GB/T36416.2—2018



8.4.4
X射线管电流 X-raytubecurrent
管电流 tubecurrent
X射线管阴、阳极之间的工作电流的平均值。

  注:常用单位为毫安(mA)。

8.4.5
额定管电流 ratedtubecurrent
设计时所规定的额定管电压下的最大工作管电流。

8.4.6
额定工作规程 ratedoperatingspecification
在额定管电压、额定管电流等规定条件下的工作规程。

8.4.7
焦距 focus-to-filmdistance
ffd
用于射线照相曝光的X射线管焦点到胶片的最短距离。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.58]

8.4.8
缺陷灵敏度 defectdetectionsensitivity
在规定条件下能发现缺陷的最小尺寸。

8.4.9
分辨力 resolution
在底片或荧光屏上可识别图像之间的最小距离。通常用每毫米(或每厘米)可辨认线条或线对的数

目来表示。

8.4.10
清晰度 definition
底片或荧光屏图像细节轮廓的鲜明程度。

8.4.11
光学密度 opticaldensity
黑度

以常用对数表示的入射线光通量与透射光通量的比值。

8.4.12
图像对比度 imagecontrast
射线底片图像中邻近区域光学密度的相对变化。
[GB/T12604.2—2005/ISO5576:1997,定义2.70]

8.4.13
最大穿透力 maximumpenetrationpower
射线探伤机在额定条件下穿透物体的最大厚度。

8.4.14
散射剂量 dispersiondose
在射线探伤机的窗口处掩挡规定铅当量的屏蔽时,在规定部位测得的单位时间内的散乱射线剂量。

8.4.15
X射线管寿命 lifeofX-raytube
X射线管不低于规定辐射剂量率的累积工作时间。
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9 泄漏检测

9.1 基本术语

9.1.1
泄漏检测 leaktesting
检测泄漏、泄漏定位和(或)定量的方法。

9.1.2
示踪气体 tracergas
探测气体 searchgas
用检漏仪能检出的通过漏孔的某种气体。

9.1.3
质谱 massspectrum
表示各种质量的离子相对数量的记录、曲线图或表格等。

9.1.4
层流 laminarflow
片流

流体质点不互相混杂,迹线有条不紊的流动。流体在管内流动时,其质点沿着与管轴平行的方向作

平滑直线运动。

9.1.5
湍流 turbulentflow
紊流

流体质点互相混杂,迹线极不规则,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,层流被破坏,相邻流

层间不但有滑动,还有混合。描述流体运动的物理量如速度、压强等,在其时间平均值的上下,作不规则

的涨落。流体在管内流动时,有垂直于流管轴线方向的分速度运动。

9.1.6
冷媒 refrigerant
载冷剂和制冷剂的统称。

9.2 检测仪器

9.2.1
检漏仪 leakinstrument
检测、定位、测量和(或)兼而有之的检漏装置。

9.2.2
质谱检漏仪 massspectrometerleakinstrument
仅对示踪气体有响应的仪器。

9.2.3
氦检漏仪 heliumleakinstrument
用氦气作为示踪气体的检漏仪。
[GB/T12604.7—2014,定义2.98]

9.2.4
超声波检漏仪 ultrasonicleakinstrument
能探测出由分子湍流产生的超声波能量并能将此能量转换成有用信号的仪器。
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9.2.5
冷媒检漏仪 refrigerantleakdetector
仅对载冷剂和制冷剂有响应的仪器。

9.2.6
差动检漏仪 differentialleakdetector
在带有捕集器的桥式电路中采用两根相似的测流速管,有选择地捕集该系统与任一测速管之间的

示踪气体。
[GB/T12604.7—2014,定义2.90]

9.2.7
卤素检漏仪 halogenleakdetector
对卤素示踪气体有响应的检漏仪。

9.2.8
放射性同位素泄露检测系统 radioisotopeleaktestsystem
使用放射性示踪气体和一个测量示踪气体发射用的探测器的一种泄漏检测系统。
[GB/T12604.7—2014,定义2.123]

9.3 零部件和附件

9.3.1
质谱管 spectrometertube
质谱检漏仪的敏感元件。
[GB/T12604.7—2014,定义2.129]

9.3.2
离子源 ionsource
检漏仪探测管的一部分,示踪气体被探测之前预先在其中电离。
[GB/T12604.7—2014,定义2.105]

9.4 性能参数

9.4.1
漏率 leakagerate
在给定温度和漏孔两侧规定压力差的条件下,液体或气体通过漏孔的流速。

9.4.2
最小可检漏率 minimumdetectableleakagerate
检漏仪或泄露检测系统能够检测出漏孔的最小漏率值。

9.4.3
响应时间 responsetime
检漏仪或泄露检测系统产出的输出信号达到连续对被检系统施加示踪气体所获得最大信号63%
时所需要的时间。
[GB/T12604.7—2014,定义2.62]

9.4.4
泄入率 in-leakagerate
在特定抽空的容器中所有漏孔产生的漏率之和。以单位时间内的压力-体积单位表示。
[GB/T12604.7—2014,定义2.30]
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9.4.5
泄漏检测灵敏度 sensitivityofleaktest
在规定条件下,仪器、方法或系统能够检出的最小漏率。
[GB/T12604.7—2014,定义2.66]

9.4.6
检漏仪的动态灵敏度 dynamicsensitivityofleakdetector
在规定条件下,对被检密闭体持续进行有效地抽空时,检漏仪能够检出的最小漏率。
[GB/T12604.7—2014,定义2.19]

10 红外检测

10.1 基本术语

10.1.1
红外辐射 infraredradiation
通常是指波长0.75μm~1000μm波段的电磁波。
[GB/T12604.9—2008,定义2.16]

10.1.2
工作波段 workingspectrumband
通常按大气窗口分为短红外波段(0.7μm~3μm)、中红外波段(3μm~5μm)和长红外波段(8μm~

14μm)的三个使用波段。
[GB/T12604.9—2008,定义3.6]

10.1.3
红外检测 infraredtesting
基于红外辐射原理,通过红外系统观察或记录被测物体红外辐射的一种监测技术。

  注:改写GB/T12604.9—2008,定义2.28。

10.1.4
黑体 blackbody
在给定温度下,能发射和吸收全部有效热辐射的理想热辐射体,其发射率为1。
[GB/T12604.9—2008,定义2.10]

10.2 检测仪器

10.2.1
红外检测系统 infraredtestingsystem
基于红外检测原理,能独立使用的无损检测系统。
[GB/T12604.9—2008,定义3.1]

10.2.2
红外探测器 infrareddetector
将接收到的红外辐射能量转变为电信号的器件。
[GB/T12604.9—2008,定义3.2]

10.2.3
红外探测装置 infraredsensingdevice
用于探测、显示、记录所接收到的物体热辐射信息的装置。
[GB/T12604.9—2008,定义3.3]
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10.2.4
热成像系统 thermalimagingsystem
红外成像系统 infraredimagingsystem
将来自物体的红外辐射亮度的分布转变成以灰度或伪彩色图像显示的系统。
[GB/T12604.9—2008,定义3.4]

10.2.5
热像仪 infraredcamera
红外热像仪

通过红外光学系统、红外探测器和信号处理系统,将物体红外辐射转换成可见图像的设备。
[GB/T12604.9—2008,定义3.5]

10.3 零部件和附件

10.3.1
焦平面阵列探测器 focalplanearray
置于光学系统像平面处的阵列探测器。
[GB/T12604.9—2008,定义3.7]

10.3.2
行扫描器 linescanner
沿被测物体进行单行扫描以提供该物体一维热分布图的装置。
[GB/T12604.9—2008,定义3.8]

10.3.3
成像行扫描器 imaginglinescanner
一种沿横向扫描、纵向移动以产生二维热像图的装置。
[GB/T12604.9—2008,定义3.9]

10.3.4
黑体参考源 blackbodyreference
用于红外辐射测量或对红外装置进行标定的装置,其温度可调可控,红外发射率接近于1。
[GB/T12604.9—2008,定义3.11]

10.3.5
温差黑体 differentialblackbody
差分黑体

用于建立有效发射率为1、温度不同的两个并列的等温平面区的装置。
[GB/T12604.9—2008,定义3.12]

10.4 性能参数

10.4.1
最小可分辨温度差 minimumresolvabletemperaturedifference
MRTD
评价红外成像系统能力的一种指标。它通过观察者在显示屏上辨认周期性条形目标来度量。

MRTD是标准测试板(长宽比为7∶1的四条条纹)与其黑体背景之间的最小温度差。在此条件下,观
察者能分辨出它是一个四条条纹图形。

[GB/T12604.9—2008,定义3.13]
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10.4.2
最小可探测温度差 minimumdetectabletemperaturedifference
MDTD
在目标和背景两者都是等温体的条件下,在限定时间内能从均匀温度的大背景中找出位置未知、温

度不同的目标。

10.4.3
热分辨力 thermalresolution
红外传感装置能够测出的两个黑体之间的最小温度差。
[GB/T12604.9—2008,定义2.20]

10.4.4
噪声等效温度差 noiseequivalenttemperaturedifference
NETD
热成像系统或扫描器的信噪比为1时,黑体目标与黑体背景之间的温度差。
[GB/T12604.9—2008,定义3.15]

11 中子检测

11.1 基本术语

11.1.1
中子 neutron
一种具有原子质量接近于1的中性基本粒子。处于核外游离状态的中子是不稳定的,其半衰期约

为10min。
[GB/T12604.8—2014,定义2.23]

11.1.2
热中子 thermalneutron
能量范围在0.01eV~0.5eV之间的中子。它们由快中子慢化到中子的平均能量等于慢化介质的

温度时得到。
[GB/T12604.8—2014,定义2.32]

11.2 检测仪器

11.2.1
中子检测仪 neutrontestinstrument
用于非核环境的X、γ和中子射线源的快速、高灵敏度检测的仪器。

11.2.2
中子成像线阵探测仪 neutronimagingandlineararraydetectinstrument
集中子线阵探测、信号放大、图像与信号数字化处理等一体,通过计算机实施成像技术的仪器,可应

用在边防、海关和核电站等领域。

11.3 零部件和附件

11.3.1
中子源 neutronsource
能发射中子的装置或物质。
[GB/T12604.8—2014,定义2.38]
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11.3.2
同位素中子源 isotopeneutronsource
利用放射性同位素衰变时放出的一定能量的射线去轰击某些靶物质,发生核反应而放出中子的

装置。
[GB/T12604.8—2014,定义2.39]

11.3.3
加速器中子源 acceleratorneutronsource
利用粒子加速器加速某些带电粒子(如质子、氘核、α粒子等)去轰击靶原子核以产生中子的装置。
[GB/T12604.8—2014,定义2.40]

11.3.4
反应堆中子源 reactorneutronsource
利用重核裂变,在反应堆内形成链式反应来产生中子的一种中子源。
[GB/T12604.8—2014,定义2.41]

11.3.5
中子发生器 neutrongenerator
利用直流高压、加速离子的能量在1MeV以下,利用(α、n)反应获得中子的小型加速器。
[GB/T12604.8—2014,定义2.42]

11.3.6
转换屏 conversionscreen
一种将成像的中子束转变为射线或光的器件,这种射线或光再使射线照相胶片曝光。
[GB/T12604.8—2014,定义2.8]

11.4 性能参数

11.4.1
L/D 比 L/Dratio
从入射孔径到图像平面之间的距离L 与入射孔径的直径D 之比。它是中子射线照相系统分辨能

力的一个量度。
[GB/T12604.8—2014,定义2.17]

11.4.2
灵敏度指数 sensitivityvalue
由射线照相图像观察得到的任何给定像质计上最小标准不连续所测定的值。该值可通过识别像质

计的类型、缺陷尺寸,以及在其上可观察到不连续的吸收体厚度来确定。
[GB/T12604.8—2014,定义2.31]

11.4.3
衰减系数 attenuationcoefficient
射线束穿过物质时,其强度的相对变化率。
[GB/T12604.8—2014,定义2.2]
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工作波段 10.1.2…………………………………
工作频率 6.4.10…………………………………
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共轴式探头 5.3.11………………………………
固定门槛 7.3.10…………………………………
固定式磁粉探伤机 4.2.3…………………………
固有不清晰度 8.1.25……………………………
管电流 8.4.4………………………………………
管电压 8.4.2………………………………………
光点显示技术 5.1.28……………………………
光学密度 8.4.11…………………………………
归一化电阻 5.1.4…………………………………
归一化感抗 5.1.5…………………………………
归一化阻抗 5.1.6…………………………………
过载恢复时间 7.4.16……………………………

H

氦检漏仪 9.2.3……………………………………
黑度 8.4.11………………………………………
黑光 3.1.10………………………………………
黑光灯 3.2.2………………………………………
黑光滤光片 3.2.3…………………………………
黑光强度 3.4.1……………………………………
黑体 10.1.4………………………………………
黑体参考源 10.3.4………………………………
横波 6.1.3…………………………………………
横向分辨力 6.4.8…………………………………
红外成像系统 10.2.4……………………………
红外辐射 10.1.1…………………………………
红外检测 10.1.3…………………………………
红外检测系统 10.2.1……………………………
红外热像仪 10.2.5………………………………
红外探测器 10.2.2………………………………
红外探测装置 10.2.3……………………………
后乳化型渗透剂 3.3.8……………………………
环形线圈间隙 5.4.3………………………………
换能器 6.3.1………………………………………
换能器背衬 6.3.3…………………………………
灰雾度 8.1.29……………………………………
回波 6.1.15………………………………………
行扫描器 10.3.2…………………………………

J

机械扫差声全息 6.5.8……………………………
基频 6.1.10………………………………………
激光束扫描声全息 6.5.10………………………

激励单元 5.3.15…………………………………
激励频率 5.4.1……………………………………
激励元件 5.3.1……………………………………
集成无损检测仪器 2.3……………………………
几何不清晰度 8.1.24……………………………
计数率 7.4.4………………………………………
记录介质 6.5.5……………………………………
剂量计 8.3.24……………………………………
剂量率 8.1.37……………………………………
剂量率计 8.3.25…………………………………
加速器中子源 11.3.3……………………………
监听器 7.3.13……………………………………
检测能力 5.4.5……………………………………
检漏仪 9.2.1………………………………………
检漏仪的动态灵敏度 9.4.6………………………
焦点 8.1.13………………………………………
焦点尺寸 8.4.1……………………………………
焦距 8.4.7…………………………………………
焦平面阵列探测器 10.3.1………………………
角[反射]效应 6.1.36……………………………
接触垫衬 4.3.2……………………………………
接收器输入阻抗 6.4.35…………………………
接收元件 5.3.2……………………………………
界面 6.1.25………………………………………
界面波 6.1.31……………………………………
界面回波 6.1.33…………………………………
金属磁记忆 5.1.29………………………………
金属磁记忆检测仪 5.2.11………………………
金属陶瓷X射线管 8.3.7…………………………
金属增感屏 8.3.31………………………………
近场 6.1.13………………………………………
经过校准的分贝切换器 6.3.16…………………
晶片 6.3.1…………………………………………
静电喷洒装置 3.2.10……………………………
静置时间 3.4.2……………………………………
局部磁化 4.1.14…………………………………
距离幅度校正曲线 6.1.57………………………
距离刻度 6.1.55…………………………………
聚焦探头 6.3.12…………………………………
绝对磁导率 5.1.10………………………………
绝对式系统 5.3.20………………………………
绝对线圈 5.3.5……………………………………
校准试块 6.3.20…………………………………
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K

开关回差 6.1.64…………………………………
开关输出的保持时间 6.4.31……………………
开环线圈 4.3.5……………………………………
凯撒效应 7.1.10…………………………………
可变角探头 6.3.10………………………………
可溶式显像剂 3.3.17……………………………
空间滤波器 7.3.14………………………………
空气比释动能率 8.1.39…………………………
空心探头 5.3.9……………………………………
跨过扫查 6.1.45…………………………………
跨距 6.1.41………………………………………
扩散角 6.1.18……………………………………

L

兰姆波 6.1.5………………………………………
冷媒 9.1.6…………………………………………
冷媒检漏仪 9.2.5…………………………………
梨形沉淀管 4.3.18………………………………
离子源 9.3.2………………………………………
连续波 6.1.9………………………………………
连续发射 7.1.9……………………………………
两种渗透剂 3.3.6…………………………………
临界角 6.1.40……………………………………
灵敏度指数 11.4.2………………………………
菱形阵 7.1.21……………………………………
零点校正 6.1.56…………………………………
漏磁 5.1.30………………………………………
漏磁场 4.1.1………………………………………
漏磁检测仪 5.2.12………………………………
漏率 9.4.1…………………………………………
卤素检漏仪 9.2.7…………………………………
滤光板 8.3.16……………………………………
轮式检测装置 6.2.5………………………………

M

脉冲(回波)长度 6.4.18…………………………
脉冲(回波)幅度 6.4.4……………………………
脉冲波 6.1.8………………………………………
脉冲调谐 6.1.62…………………………………
脉冲反冲 6.4.20…………………………………
脉冲宽度 6.4.18…………………………………

脉冲上升时间 6.4.19……………………………
脉冲重复率 6.4.11………………………………
脉冲重复频率 6.4.11……………………………
盲区 6.4.13………………………………………
毛细[管]作用 3.1.2………………………………
门槛单元 7.3.8……………………………………
密度计 8.3.26……………………………………
密封源 8.3.22……………………………………

N

内穿式探头 5.3.13………………………………
能量处理组件 7.3.12……………………………

O

耦合 5.1.24………………………………………
耦合薄膜 6.3.19…………………………………
耦合剂 6.3.19……………………………………
耦合介质 6.3.19…………………………………

P

喷水器 6.3.17……………………………………
喷涂器 3.2.11……………………………………
片流 9.1.4…………………………………………
平面阵 7.1.18……………………………………

Q

前沿鉴别 7.1.15…………………………………
前沿距离 6.4.17…………………………………
切变波 6.1.3………………………………………
切线磁场强度 4.1.17……………………………
亲水型乳化剂 3.4.3………………………………
亲油型乳化剂 3.3.12……………………………
清晰度 8.4.10……………………………………
清洗剂 3.3.13……………………………………
清洗装置 3.2.8……………………………………
趋肤效应 5.1.22…………………………………
趋近技术 5.1.27…………………………………
缺陷回波 6.1.32…………………………………
缺陷灵敏度 8.4.8…………………………………

R

热成像系统 10.2.4………………………………
热分辨力 10.4.3…………………………………
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热像仪 10.2.5……………………………………
热中子 11.1.2……………………………………
溶剂去除性渗透剂 3.3.9…………………………
乳化剂 3.3.10……………………………………
乳化时间 3.4.4……………………………………
乳化装置 3.2.7……………………………………
入射角 6.1.38……………………………………
软X射线 8.1.5……………………………………
瑞利波 6.1.4………………………………………
润湿剂 3.3.19……………………………………
润湿作用 3.1.1……………………………………

S

三角阵 7.1.19……………………………………
散[乱]射线 8.1.11………………………………
散射不清晰度 8.1.28……………………………
散射剂量 8.4.14…………………………………
扫查 6.1.42………………………………………
扫描范围 6.4.15…………………………………
扫描线 6.1.54……………………………………
伤波 6.1.32………………………………………
上升时间 7.4.5……………………………………
上升时间鉴别 7.1.15……………………………
射频显示 6.1.52…………………………………
射线检测 8.1.10…………………………………
渗出 3.1.3…………………………………………
渗透检测 3.1.7……………………………………
渗透检测剂 3.3.1…………………………………
渗透检测装置 3.2.1………………………………
渗透探伤 3.1.7……………………………………
渗透装置 3.2.6……………………………………
声程 6.1.20………………………………………
声发射 7.1.1………………………………………
声发射波导杆 7.3.4………………………………
声发射传感器 7.3.1………………………………
声发射分析系统 7.2.3……………………………
声发射换能器 7.3.1………………………………
声发射计数 7.4.3…………………………………
声发射计数率 7.4.4………………………………
声发射检测系统 7.2.1……………………………
声发射检测仪 7.2.2………………………………
声发射脉冲发生器 7.3.17………………………
声发射模拟源 7.3.17……………………………

声发射能量 7.4.13………………………………
声发射频谱 7.4.12………………………………
声发射前置放大器 7.3.5…………………………
声发射事件 7.1.3…………………………………
声发射信号 7.1.7…………………………………
声发射信号处理器 7.3.7…………………………
声发射信号起始点 7.1.23………………………
声发射信号终止点 7.1.24………………………
声发射源 7.1.2……………………………………
声发射源定位及分析系统 7.2.5…………………
声发射源定位系统 7.2.4…………………………
声发射振幅 7.4.7…………………………………
声反射器 6.5.13…………………………………
声全息 6.5.1………………………………………
声全息图 6.5.6……………………………………
声束 6.1.19………………………………………
声束比 6.5.4………………………………………
声束垂直面 6.3.24………………………………
声束水平面 6.3.25………………………………
声透镜 6.5.12……………………………………
声阻抗 6.1.21……………………………………
剩磁 6.1.43………………………………………
剩磁测量仪 4.1.8…………………………………
十倍衰减层 8.1.34………………………………
时标 6.1.59………………………………………
时差计时单元 4.3.16……………………………
时基线 6.1.54……………………………………
时基线性 6.4.1……………………………………
时间差 7.4.14……………………………………
时间相关增益 6.4.38……………………………
时间闸门 6.1.58…………………………………
始波 6.1.30………………………………………
示踪气体 9.1.2……………………………………
事件计数 7.4.1……………………………………
事件计数率 7.4.2…………………………………
事件宽度 7.4.6……………………………………
事件脉冲 7.1.4……………………………………
视频显示 6.1.53…………………………………
试块 3.3.21………………………………………
试片 4.3.10………………………………………
试验线圈 5.3.3……………………………………
手动扫差 7.3.15…………………………………
[手动式]涡流探伤仪 5.2.2………………………
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数字采样误差 6.4.23……………………………
数字超声检测仪的响应时间 6.4.36……………
衰减器 6.3.15……………………………………
衰减曲线 8.1.40…………………………………
衰减系数 11.4.3…………………………………
双换能器探头 6.3.11……………………………
双焦点[X]射线管 8.3.5…………………………
双晶探头 6.3.11…………………………………
双探头 6.3.11……………………………………
水洗型渗透剂 3.3.7………………………………
瞬时分辨力 6.4.37………………………………
苏瑟兰烧瓶 4.3.18………………………………
速度效应 5.1.18…………………………………
栅控X射线管 8.3.3………………………………

T

探测气体 9.1.2……………………………………
探伤面 6.1.24……………………………………
探伤频率 6.4.10…………………………………
探伤图形 6.1.47…………………………………
探头 6.3.6…………………………………………
探头线圈 5.3.4……………………………………
探头线圈间隙 5.4.4………………………………
探头靴 6.3.4………………………………………
[探头]K值 6.4.16………………………………
[探头]入射点 6.1.37……………………………
特斯拉计 4.3.17…………………………………
特性曲线 8.1.41…………………………………
特征[X]射线 8.1.3………………………………
提离效应 5.1.19…………………………………
填充系数 5.1.17…………………………………
调制分析 5.1.16…………………………………
铁磁[性]材料 4.1.5………………………………
通道 7.1.12………………………………………
同位素中子源 11.3.2……………………………
突发发射 7.1.8……………………………………
图像对比度 8.4.12………………………………
图像增强器 8.3.27………………………………
图像质量指示器 8.3.28…………………………
湍流 9.1.5…………………………………………
退磁 4.1.19………………………………………
退磁装置 4.3.7……………………………………

W

温差黑体 10.3.5…………………………………
紊流 9.1.5…………………………………………
涡流 5.1.1…………………………………………
涡流测厚仪 5.2.9…………………………………
涡流电导率仪 5.2.10……………………………
涡流检测 5.1.3……………………………………
涡流检测系统 5.3.18……………………………
涡流检测仪 5.2.1…………………………………
无损检测仪器 2.2…………………………………
无损检测与评价 2.1………………………………
无效事件 7.1.6……………………………………
物体声束 6.5.2……………………………………

X

吸出 3.1.4…………………………………………
吸收 8.1.35………………………………………
显示 3.1.11………………………………………
显像剂 3.3.14……………………………………
显像时间 3.4.6……………………………………
线焦点 8.1.14……………………………………
线阵 7.1.17………………………………………
相对磁导率 5.1.11………………………………
相对带宽 6.1.66…………………………………
相控阵超声检测仪 6.2.3…………………………
相控阵探头 6.3.14………………………………
相敏检波 5.1.23…………………………………
相位分析 5.1.13…………………………………
响应时间 9.4.3……………………………………
像质计 4.2.5………………………………………
小焦点X射线管 8.3.4……………………………
斜射探头 6.3.8……………………………………
斜射探头的偏向角 6.3.23………………………
斜探头 6.3.8………………………………………
斜楔 6.3.2…………………………………………
谐波分析 5.1.15…………………………………
谐频 6.1.11………………………………………
携带式X射线探伤机 8.2.2………………………
泄漏检测 9.1.1……………………………………
泄漏检测灵敏度 9.4.5……………………………
泄入率 9.4.4………………………………………
信号处理单元 5.3.17……………………………
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信号幅度 6.4.4……………………………………
信号过载点 7.4.15………………………………
信号检测单元 5.3.16……………………………
信噪比 6.4.6………………………………………
悬浮式显示剂 3.3.18……………………………
旋转磁场 4.1.16…………………………………
旋转阳极X射线管 8.3.2…………………………

Y

延迟回波 6.1.34…………………………………
延迟时间 7.4.17…………………………………
延时扫描 6.1.56…………………………………
衍射声时技术 6.1.67……………………………
阳极 8.3.13………………………………………
液浸探头 6.3.13…………………………………
液面声全息 6.5.7…………………………………
液膜式显像剂 3.3.16……………………………
一次射线 8.1.8……………………………………
移动式(固定式)X射线探伤机 8.2.3……………
移动式磁粉探伤机 4.2.4…………………………
抑制 6.1.60………………………………………
阴极 8.3.14………………………………………
荧光磁粉 4.3.12…………………………………
荧光磁粉检测 4.1.3………………………………
荧光磁粉探伤机 4.2.2……………………………
荧光金属增感屏 8.3.32…………………………
荧光屏不清晰度 8.1.27…………………………
荧光渗透剂 3.3.4…………………………………
荧光渗透检测 3.1.9………………………………
荧光增感屏 8.3.30………………………………
硬X射线 8.1.6……………………………………
永磁铁探头 5.3.10………………………………
有效磁导率 5.1.8…………………………………
有效事件 7.1.5……………………………………
预清洗装置 3.2.4…………………………………
阈值积分(累积)分布 7.4.10……………………
阈值微分分布 7.4.11……………………………
源容器 8.3.23……………………………………
远场 6.1.14………………………………………
远场技术 5.1.26…………………………………
运动不清晰度 8.1.26……………………………

Z

载液 3.3.2…………………………………………

噪声 6.4.5…………………………………………
噪声等效温度差 10.4.4…………………………
増感型胶片 8.3.17………………………………
增感屏 8.3.29……………………………………
增感因子 8.1.22…………………………………
增量磁导率 5.1.9…………………………………
增益 6.4.14………………………………………
增益中间值 6.4.33………………………………
闸门 6.1.58………………………………………
闸门电平 6.4.34…………………………………
窄脉冲 6.1.65……………………………………
照相灰雾 8.1.30…………………………………
折射 6.1.16………………………………………
折射角 6.1.39……………………………………
折射棱镜 6.3.2……………………………………
针孔 8.3.35………………………………………
真空暗合 8.3.20…………………………………
阵列 7.1.16………………………………………
振幅积分(累积)分布 7.4.8………………………
振幅检测组件 7.3.11……………………………
振幅微分分布 7.4.9………………………………
振铃计数 7.4.3……………………………………
振铃脉冲 7.1.11…………………………………
振铃时间 6.1.22…………………………………
振子 6.3.1…………………………………………
[支杆]触头 4.3.3…………………………………
直射探头 6.3.7……………………………………
直射探头的偏向角 6.3.22………………………
直探头 6.3.7………………………………………
直线电子加速器 8.2.6……………………………
指向角 6.1.18……………………………………
指向性 6.1.17……………………………………
质谱 9.1.3…………………………………………
质谱管 9.3.1………………………………………
质谱检漏仪 9.2.2…………………………………
中子 11.1.1………………………………………
中子成像线阵探测仪 11.2.2……………………
中子发生器 11.3.5………………………………
中子检测仪 11.2.1………………………………
中子源 11.3.1……………………………………
周向磁化 4.1.11…………………………………
主从鉴别 7.1.13…………………………………
柱面阵 7.1.22……………………………………
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转换屏 11.3.6……………………………………
准直器 6.3.18……………………………………
着色渗透剂 3.3.5…………………………………
着色渗透检测 3.1.8………………………………
紫外辐照计 3.3.20………………………………
紫外线 3.1.10……………………………………
紫外线灯 3.2.2……………………………………
紫外线滤光片 3.2.3………………………………
自动扫查 6.1.44…………………………………
自动式涡流探伤机 5.2.3…………………………
纵波 6.1.2…………………………………………
纵向磁化 4.1.12…………………………………
纵向分辨力 6.4.9…………………………………
阻抗分析 5.1.14…………………………………
阻抗平面图 5.1.7…………………………………
阻尼 6.1.61………………………………………
阻塞 6.4.12………………………………………
最大穿透力 8.4.13………………………………
最佳频率 5.4.2……………………………………
最小可分辨温度差 10.4.1………………………
最小可检漏率 9.4.2………………………………
最小可探测温度差 10.4.2………………………

A扫描显示 6.1.48………………………………

AE 7.1.1…………………………………………

B扫描显示 6.1.49…………………………………

C扫描显示 6.1.50…………………………………

DAC 6.1.57………………………………………

ffd 8.4.7…………………………………………

HVT 8.1.33………………………………………

IQI 8.3.28…………………………………………

LINAC 8.2.6………………………………………

L/D比 11.4.1……………………………………

MA型显示 6.1.51…………………………………

MDTD 10.4.2……………………………………

MRTD 10.4.1……………………………………

NDT 2.1…………………………………………

NETD 10.4.4………………………………………

prf 6.4.11…………………………………………

TDG 6.4.38………………………………………

TOFD 6.1.67………………………………………

TOFD超声检测仪 6.2.6…………………………

T型探头 5.3.12……………………………………

X射线 8.1.1………………………………………

X射线发生器 8.3.10……………………………

X射线高压发生器 8.3.8…………………………

X射线管 8.3.1……………………………………

X射线管窗口 8.3.12……………………………
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